KOZBESZERZESI HATOSAG
KOZBESZERZESI DONTOBIZOTTSAG
1026 Budapest, Riado u. 5.

Tel.: 06-1/882-8594
Elektronikus kapcsolattartas: kozbeszerzes.hu
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Iktatészam: D.676/14/2024.

A tanacs tagjai: Dr. Szvetnik Agnes kozbeszerzési biztos, az eljard tanacs elndke, Bonifert
Zsolt kdzbeszerzési biztos, Hubané Dr. Szabo Agnes kdzbeszerzési biztos

A kezdeményez6: Integritas Hatdsag
(Budapest, Széchenyi Istvan tér 7-8.)
A kezdeményez6 képviseldje: Dr. Nagy Gizella kamarai jogtanacsos
Az ajanlatkéro: Szegedi Tudomanyegyetem
(Szeged Dugonics tér 13.)
Az ajanlatkéro képviseldje: Dr. Nagy Paulina kamarai jogtanacsos
Az érdekelt: JEOL (Europe) SAS
(78290 Croissy-Sur-Seine, Allée de Giverny 1.)
Az érdekelt képviseldje: Dr. Rektenwald Fanni tigyvéd

(Budapest, Bem rakpart 43. 1/107.)
A beszerzés targya, értéke: ,,Elektronmikroszkop kutatorendszer beszerzése I1.” - 2. rész
Pasztazo mikroszkop, 245.679.150.-Ft
Az eljaras EKR azonositéoszama: EKR000062712024

A Kozbeszerzési Dontobizottsag (a tovabbiakban: Dont6bizottsag) a Kozbeszerzési Hatdsag
nevében meghozta az alabbi

HATAROZAT-ot.
A Dontdbizottsag jogsértés hidnyat allapitja meg.
A jogorvoslati eljaras soran felmeriilt koltségeiket az ligyfelek maguk viselik.
A hatéarozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hatarozat ellen a Févarosi Torvényszék eltt
kozigazgatdsi per indithato annak kézbesitésétdl szamitott tizendt napon belil. A
keresetlevelet FOvarosi Torvényszékhez cimezve, de kizardlag a Dontdbizottsaghoz kell
elektronikus ~ Uton  benyujtani. A keresetlevél  benyUjtdsanak a  hatdrozat
végrehajtasara/kozigazgatasi cselekmény hatalyosuldsara nincs halaszto hatalya.

INDOKOLAS

A jogorvoslat alapjaul szolgalo tényallas

1. Az ajanlatkérd 2024. aprilis 12. napjan feladott hirdetménnyel a Kbt. Masodik része
szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott, melynek ajanlati felhivdsa az Europai Unid



Hivatalos lapjaban 220607-2024. szamon 2024. aprilis 15. napjan jelent meg. A kozbeszerzési
eljaras EKR azonositészama: EKR000062712024 volt.

2. A felhivés az aldbbiakat is tartalmazta:

5.1. Rész: LOT-0002

Cim: Pésztazo elektronmikroszkop

Leiras: A kozbeszerzés eredményeként megkotendd adasvételi szerzodés teljesitése keretében
a nyertes ajanlattevéfeladata egy darab pasztazé elektronmikroszkdp eszkoz (a tovabbiakban:
Eszk6z) Ajanlatkérd részére torténdleszallitasa, telepitése és rendeltetésszerli hasznalatra
torténd lizembe helyezése, amely magaban foglalja a mikddtetéshez sziikséges informatikai
hardware és software komponensek leszallitasat, telepitését és rendeltetésszeriihasznalatra
torténd iizembe helyezését is. A nyertes ajanlattevd feladatat képezi tovabbad a Miiszaki
leirasban, valamint a Szerzddéstervezetben meghatarozott kapcsolodé szolgaltatasok nyujtasa.
A beszerzésre keriild6 Eszkéz a kozbeszerzési eljards 1. részében beszerzendd
elektronmikroszkop rendszerrel integraltan a makromolekula szintltharomdimenzios struktura
kutatds modern eszkozhatterét képezi, amellyel a mintdk szerkezeti tulajdonséagai
informativvizualis reprezentaciokkal képezheték le, lehetové téve a kutatdsi témak
mechanikus szerkezeti tulajdonsagokon alapulovizsgalatat. Az Eszkoz elektronmikroszkop
rendszerbe vald integracidja érdekében sziikséges illesztések, fejlesztések elvégzése a 2.
részben nyertes ajanlattevo feladatat képezik (Eszkoz integracioja).

Mennyiség:

1 db elektronmikroszkop ¢€s tartozékai:

--1 db Pasztaz6 elektronmikroszkép SBFI technikahoz

A célminta alanyok kivéalasztdsdhoz automatizalt szerkezeti mikrotom tomografids
mikroszkép, SBFI (serial block face imaging) technikdhoz, nagy fényerejli téremisszios
elektronforras legnagyobb nyalabaram 10 kV-on legalabb 400 nA. Az Eszkdznek, valamint
valamennyi tartozékanak (beleértve a szoftverlicenceket is) Gjnak (hasznalatban még nem
volt) kell lennie. Ajanlatkéré nem biztosit lehetdséget hasznalt (vagy akar felujitott) termékek
szallitdsara, tehat csak 1j, azaz nem hasznalt, nem gyarilag felgjitott és nem demo termékek
szallitasa megengedett.

Kapcsolddo szolgaltatasok:

--A 24 honap teljeskorlijotallas idOtartama alatt karbantartas, hibaelharitas és javitas
--Uzemeltetd és karbantart személyzet betanitdsa kiilonbdzd naptari napokon min. 2 x 4 6ra,
max. 6 fo részére

--Kutatoi felhasznaloi betanitas kiilonboz6 naptarinapokon min. 3 x 6 6ra, max. 6 {6 részére
--12 honap Felhasznaloi tdmogatas (support) ellatasa a teljeskorii jotallasidétartama alatt
--Szoftverek felhasznalhatosaganak, frissitésének biztositasa a teljeskor(i jotallas idétartama
alatt

--Eszkoz integracioja

A megajanlott termékekkel, valamint a kapcsolodd szolgaltatdsokkal kapcsolatos
részleteselvarasokat a Kozbeszerzési Dokumentacio részét képezd Miszaki Leirds, és a
Szerzddéstervezet tartalmazza. A kozbeszerzés targyanak egyértelmii €és kozérthetd
meghatarozasa érdekében Ajanlatkéré a meghatarozott gyartmanyu, eredeti, tipusti dologra,
eljarasra, tevékenységre, személyre, illetleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat.
Minden ilyen esetben a megnevezés csak a targy jellegének egyértelmii meghatarozasa
érdekében tortént, ajanlatot az eldirt, vagy az azzal egyenértékli termékre lehet tenni,
Ajanlatkérd az egyenértékiliséget az altala a miiszaki leirdsban meghatarozott paraméterek
tekintetében vizsgalja.



3. Az ajanlatkérd értékelési szempontként az alabbiakat rogzitette:

Kritérium:

Mindség

1. Pasztaz6 elektronmikroszkép SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm)

Stlyozas (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Mindség

2. Pésztazo elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm)

Sulyozas (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Mindség

3. Pésztaz6 elektronmikroszkdp SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm)

Stlyozas (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Mindség

4. Pasztaz6 elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm)

Stlyozés (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Ar

5. Netto ajanlati ar (HUF)

Stlyozés (pontok, pontos): 80

4. Az ajénlatkérd a felhivas mellé dokumentaciot is készitett, melyben az aldbbiakat is
rogzitette:

2. A kozbeszerzési eljaras lebonyolitadsara két kozbeszerzési részben keriilt sor:

(...)

2. kdzbeszerzési rész: Pasztazo elektronmikroszkdp

1. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 15 kV-on — (1,2-0,8 nm): 0,8 nm

Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefiiggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezdtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevd az alabbiakndl kedvezOtlenebb megajanlast tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

(...)

2. Péasztazo elektronmikroszkép SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 1 kV-on —(1,5-1,0 nm): 1,0 nm

Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefiiggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezOdtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevd az alabbiakndl kedvezOtlenebb megajanlast tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

(...)

3. Pésztazo elektronmikroszkdp SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on —(1,8-1,2 nm): 1,2 nm



Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefiiggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezodtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevé az alabbiaknal kedvezOtlenebb megajanléast tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

(...)

4, Pasztaz6 elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm): 1,8 nm

Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefiiggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezodtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevé az alabbiaknal kedvezOtlenebb megajanlést tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

(..)

5. Az ajanlatkérd a 2. részhez Muszaki leirast is készitett, melyben az alabbiakat is eldirta:
A beszerzendd eszkoz:

(1. sz tenderlap) 1 db Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikédhoz (a kdzbeszerzési eljaras
1. kdzbeszerzési részének targyat képezd elektronmikroszkdp rendszerbe keriil integraciora)
Ajanlatkérd elvarasa, hogy az atadott Eszkoznek a kozbeszerzési eljaras 1. kozbeszerzési
részének targyat képezé elektronmikroszkop rendszerbe integraltan, azzal kompatibilisen
mikddnie kell legalabb az alabbi szinteken:

- kozos képadatbdzis formatum, mely minden eszkézon haldzati kapcsolaton keresztiil
elérhetdvé és kezelhetdvé teszi az egyes berendezéseken késziilt képanyagot (minimum az 1.
rész 1. sz, 2. sz, 3. sz, és 6. sz eszkozeivel)

- koz0s szoftveres koordinacids formatum, mely minden eszk6zon a haldzati kapcsolaton
keresztiil elérhetévé és kezelhetdvé teszi a korrelacids munkafolyamatokat (minimum az 1.
rész 1. sz, 2. sz, 3. sz és 6. sz eszkozeivel)

Az Eszkoznek a kozbeszerzési eljards 1. kozbeszerzési részének targyat képezd
elektronmikroszkop rendszerbe valo integracioja érdekében sziikséges illesztések, fejlesztések
elvégzése a 2. kdzbeszerzési részben nyertes ajanlattevd feladatat képezik.

A megajanlott
El6irt kovetelmény Elvaras Stlyszam keszurlekrjellem’ZOJe
(mértékegység
feltiintetésével)
Gyarto Kérjiik megadni
Tipus Kérjiik megadni
Szarmazasi hely Kérjiik megadni

Mikroszkdp oszlop

Kolcsonhatasi energia tartomany Kérjiik megadni
(fokozatmentesen valtoztathat6 a legalabb 20 eV-30 000
tartomanyon beliil) eV vagy bévebb




Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
nagyvakuumban 15 kV-on

Kérjiik megadni
Felbontas szekunder
elektronokkal nagyva-
kuumban 15 kV-on
maximum 1,2 nm. Elény
a kisebb érték! A 1,2 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 0,8 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 0,8 nm
Legkedvezétlenebb:
1,2nm

Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
nagyvakuumban 1 kV-on

Kérjiik megadni
Felbontasa szekunder
elektronokkal
nagyvakuumban 1 kV-
on
Maximum 1,5 nm. Elony
a kisebb érték! A 1,5 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,0 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 1,0 nm
Legkedvezétlenebb: 1,5
nm

Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on

Igen, kérjiik megadni!
Felbontas szekunder
elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on
maximum 1,8 nm. Elény
a kisebb érték! A 1,8 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,2 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvez6bb: 1,2 nm
legkedvezdtlenebb: 1,8
nm




Ertékelési szempont Kérjiik megadni
Felbontas szekunder elektronokkal Felbontas szekunder
kisvakuumban 3 kV-on elektronokkal

kisvakuumban 3 kV-on
maximum 2,7 nm. Elény
a kisebb érték! A 2,7 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,8 nm
vagy az alatti értékek 5
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvez6bb: 1,8nm
Legkedvezétlenebb: 2,7
nm

Kérjiik megadni

Kisvakuum nyomastartomany 10 -500 Pa vagy bévebb

Akkumulatoros védelem az iongetter

tapegységben Igen
Mintaasztal Kérjiik megadni
A mintaddntés tartomanya -5°-+90° vagy b6vebb
Mintaasztal

A mintaasztal analitikai munkatavolsagon Igen
legyen mechanikusan eucentrikus

In-lens rendszer(i szegmentalt visszaszort laen
elektron detektor g
Szoftverbdl vezérelhetden betolhato -

kihtzhat6 szilardtest detektor visszaszort laen
elektronokhoz, koncentrikus gytri alaka g
szegmensekkel

Infravoros megyvilagitasu, éléképet ado CCD

kamera a kamraban, mely a szekunder

elektron képalkotassal egyidében is Igen

hasznalhato6. Visszaszort elektron detektor
hasznalatakor az infravords megvilagitas
automatikusan lekapcsol.

Kamraba épitett mikrotdm

A mikrotém kezeld funkcioi legyenek a
mikroszkop szoftveres felhasznaloi Igen
feliiletébe integraltak

6. Az érdekelt 2024. majus 2. napjan eldzetes vitarendezési eljarast kezdeményezett a 2.
rész vonatkozasdban, melyben az alabbiakat fejtette ki:

,»El6zmények

Ajanlatkérd altal 2022. évben EKR000469852022 iktatoszamon lefolytatott, jelen
kozbeszerzési eljaras elézményének tekinthetd eljarasa sordn eldzetes vitarendezési kérelmet

nyujtottunk be annak okdn, hogy megitélésiink szerint Ajénlatkérd altal alkalmazott
feltételrendszer ellehetetleniti a Thermo Fisher gyartdé termékein tul barmely mas termék
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megajanlasat, ezzel lényegében megsziintetve a versenyt. Ajanlatkérd azon vitarendezési
kérelmiinket elutasitotta, és a beérkezett két ajanlat mellett az eljarast eredményessé
nyilvanitva lezarta, a szerzodés teljesitésére ugyanakkor nem keriilt sor.

A jelen kozbeszerzési eljards meginditasat megel6zéen Ajanlatkéré az EKR001730652023
azonositészamon eldzetes piaci konzultacidt folytatott le, melynek keretében kozzétett
miiszaki feltételrendszer tekintetében ismételten jeleztiik, hogy az stilyosan versenykorlatozo,
Ajanlatkérd pedig egyes feltételek tekintetében el is fogadta a javaslatainkat, de
Osszességében tovabbra sem biztositja a tisztességes verseny feltételeit az EKR000062712024
szamon meginditott kozbeszerzési eljaras egyik része tekintetében sem. Ezen allitdsunkat az
alabbiak szerint tamasztjuk ala.

(...)

3. Kérelemi elem: a miiszaki leirds versenykorlatozo jellege a 2. rész tekintetében

A pasztazd elektronmikroszkop ugyan kiilon részként megajanlhatd, a termékkel szemben
meghatarozott ajanlatkérdi miiszaki eldirasok ugyanakkor nem valtoztak az el6z6, kordbban
mar kifogéasolt specifikaciohoz képest, mely alapjan a piacon elérhetd termékek koziil

tovabbra is csak egy gyartod képest miiszakilag megfelelni:
Miiszaki paraméter Gyarté megnevezése
1 db Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz Thermo Fisher JEOL TESCAN ZEISS

Nagy fényerejli téremisszios elektronforras, Legnagyobb
nyalabaram 10 kV-on 400 nA, vagy tobb

Osszetett elektromagneses -elektrosztatikus oszlop
sziikséges, mely ultranagy felbontasti SE ¢s BSE Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel
leképezést tesz lehetéve

Kamranyomas (végvakuum) nagyvakuum iizemmodban

Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel

10-3 Pa vagy kisebb Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel
Kisvakuum nyomastartomany 10 -500 Pa vagy b&vebb Megfelel Nem felel meg Megfelel Megfelel
Mintaasztal X és Y mozgéstartomany 100 x 100 mm Megfelel Megfelel Megfelel Megfelel

vagy nagyobb

CMOS kamera vezérlése és a képkiolvasasa Megfelel Nem felel meg Megfelel Nem felel meg

. T svas -5°- +90°
Ef(’l;\r,l;gisztal.ammtadontes tartomdnya; -3°- +90° vagy Megfelel Nem felel meg Megfelel Nem felel meg

Mintaasztal: a mintaasztal analitikai munkatavolsagon
legyen mechanikusan eucentrikus

Infravords megvilagitasu, €l6képet ado CCD

kamera a kamraban, mely a szekunder elektron
képalkotassal egyidében is hasznalhat6. Visszaszort Megfelel Nem felel meg Megfelel Megfelel
elektron detektor hasznalatakor az infravoros

megvilagitas automatikusan lekapcsol

Kérelmezo6i javaslat a 3. kérelmi elem tekintetében: kérjilk a fentiekben meghatarozott
miiszaki eldirasok modositasat az alabbiak szerint, lehetdvé téve az altalunk gyartott JEOL
késziilék megajanlasat:

- Kisvakuum nyomastartomany 10 -150 Pa vagy b&vebb

- Mintaasztal: a mintadontés tartomanya: -5°- +70° vagy bovebb

- Beépitett kamera

- Infravorés megvilagitasu, €loképet ado CCD kamera a kamraban™

Megfelel Megfelel Nem felel meg Megfelel

rom

1. Az ajanlatkérdé 2024. majus 7. napjan megkiildte valaszat az eldzetes vitarendezési
kérelemre az alabbi allaspontjaval:

,»1. Ajanlatkérd rogziteni kivanja, hogy az Eldzetes Vitarendezési Kérelem ,,Eldzmények”
fejezetében hivatkozott, EKR001730652023 szaml eldzetes piaci konzultacid sordn, a
kozzétett dokumentumokkal kapcsolatosan, a miiszaki leirds, valamint egyes paraméterei
,versenykorlatozo jellegének” megsziintetésére konkrét javaslatokat egyaltalan nem tett.
Tekintettel tovabba arra, hogy a 2022. évben lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran
benyujtott eldzetes vitarendezési kérelmében eldadottakat is hivatkozza Eldzetes
Vitarendezési Kérelmében, Ajanlatkérd Osszevetette azokat, a jelenlegi Eldzetes
Vitarendezési Kérelemben eldadottakkal. Megallapithatd, hogy van olyan azonos miiszaki



kovetelmény, amelyet kordbban kifogéasolt, a jelen Eldzetes Vitarendezési Kérelemben
azonban mar nem. Emlit olyan kifogésolt paramétert tovabba, amely a Kozbeszerzési Eljaras
2. kdzbeszerzési részének miszaki leirasaban nem is szerepel. Mindezek alapjan Ajanlatkérd
allaspontja szerint Kérelmezd kifogasai tobb esetben kovetkezetlenek, gyanithatd, hogy
Kérelmez6 nem ismeri pontosan sem a sajat maga altal gyartott, forgalmazott eszk6zok
képességeit, sem a piacon tevékenykedd mas gyartok termékeit.

A fentiek alapjan Ajéanlatkérd visszautasitja Kérelmezo6 azon - tényként bemutatott - allitasait,
mely szerint a miiszaki leirdsban meghatarozottaknak bizonyosan csak egyetlen gyartd
termékei felelnek meg. Ennek megallapitdsdhoz Kérelmezd nyilvanvaléoan megfeleld
ismeretekkel nem rendelkezik, tovabba a megkovetelt koriiltekintést sem tanusitja.

Az elOzetes piaci konzultacié intézménye ezen bizonytalansagok, nyilvanos forrasokbol meg
nem ismerhetd koriilmények felismerésére, Ajanlatkéré és az érintett piaci szegmensben
tevékenykedd gazdasagi szereplok kozotti, a Kbt. alapelveit tiszteletben tart6 kommunikacid
megteremtésére szolgalna. Ennek soran Ajanlatkéré barmely gazdasagi szerepld szamara
lehetové tette észrevételek, javaslatok megfogalmazasat, mivel komplex beszerzési igényrol
van sz0, az egyes termékek folyamatos fejlesztés alatt allnak, a nyilvanosan elérhetd
,katalogusban” szerepld paraméterekhez képest adott esetben mar fejlettebb megoldasokkal,
jobb potencialis képességekkel rendelkezhetnek.

2. Ajéanlatkérd hivatkozik a Kozbeszerzési Dontdbizottsdg kovetkezetes, elvi €llel kimondott
gyakorlatara. A D.41/16 /2013. iktatészamu hatarozat. szerint: ,,(...) maga hatarozza meg a
beszerzési igényét, ezen beliil azokat a miiszaki jellemzOket, amelyeket az ajanlattevéktol
elvar. Az ajanlatkéré, mint kézpénzt felhasznalo koteles biztositani a verseny tisztasagat,
nyilvanossagat, tovabba az esélyegyenléséget és az egyenlé banasmodot az ajanlattevok
szamara. Mindez nem jelenti azt, hogy a beszerzési igényét ne a sajat sziikségletének
megfeleléen hatarozhatna meg, hanem azt kellene beszereznie, amit a piac kinal, sét amibdl a
piac a legtobbet, legolcsobbat stb. kinalja. (...) Az ajanlatkérének a sajat, tényleges
sziikségleteinek megfelelien kell a Kbt. korlatai kozott meghataroznia elvarasait a sajat
igényeihez, nem pedig a tobbségi kinalati piachoz, vagy a kérelmez6hoz kell igazitania.
Mindezek alapjan Ajanlatkéronek szuverén joga van ahhoz, hogy a Kbt. és a tovabbi
vonatkoz6 jogszabalyok keretei kozott a beszerzés targyat, annak elvart miiszaki jellemzdit a
ténylegesen felmeriilt beszerzési igényéhez igazoddan, sajat maga allapithassa meg. Ennek
keretében figyelembe kell vennie kiilondsen a Kbt. alapelvi rendelkezéseit, a Kbt. 58. §-anak
rendelkezéseit, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet el6irasait. Ajanlatkérd allaspontja
szerint kozbeszerzési dokumentumok eldirdsait a jogszabalyi eldirasoknak megfelelve, sajat
sziikségletei szerint, semmiképpen sem jogszerttlenill, ,,versenykorlatozéan” hatarozta meg.
Ajanlatkérd felhivja a figyelmet, hogy a Kbt. 58. § (3) bekezdése ,,indokolatlanul akadalyozna
a verseny biztositasat” fordulata alapjan Ajanlatkéronek nem feladata beszerzési igényét az
adott piacon aru szallitadsat kivano valamennyi gazdasagi szerepld, igy a Kérelmez6 altal akar
gyartott, akar forgalmazott termékek/ tulajdonsagaihoz, képességeihez igazitania. Ajanlatkérd
Hangstlyozni kivanja, hogy a verseny korlatozésa csak akkor tilalmazott a Kbt. alapjan,
amennyiben az indokolatlan, Ajanlatkérd komplex elvarasait pedig a beszerzési igény
megvalositasanak célja indokoltta teszi.

3. Ajanlatkér6 a Kérelmezd altal a 2. kozbeszerzési részben kifogasolt miiszaki
kovetelmények vonatkozdsdban tételesen, tdblazatos formaban mutatja be Kérelmezd
kifogasait, javaslatdt a vélelmezett jogsértés megsziintetésére, amely kimeriil abban, hogy
Ajénlatkérd beszerzési igényének miiszaki leirdsat a Kérelmezd altal gyartott, forgalmazott
eszkoz képességeihez teljes mértékben igazitsa. A tablazat tartalmazza Ajanlatkérd ténybeli és
jogi allaspontjat, amelyek igazoljak, hogy Kérelmezd allitasa helytelen, mely szerint egyetlen
gyarto terméke felel meg a miiszaki leirdsnak. Ajanlatkérd részletesen bemutatja a kifogéasolt




kovetelmények vonatkozasaban azon indokait is, amelyek alapjan azok nem indokolatlanul
versenykorlatozoak.

Ajanlatkérd jelzi tovabba, hogy sehol nem irt el olyan kovetelményt, hogy csak jelenleg
forgalomban 1év6 eszkoz, tartozékok szallitasat fogadja el. Ajanlatkérd beszerzési igényének
teljesitése - piackutatdsa alapjan - egyes esetekben megkdvetelheti a forgalomban 1évo,
,kataldgusban szerepld” eszkozok atalakitasat, €s/vagy moduléris bovitését, amelyekre tobb
esetben is utal a lenti tablazatban.

A tudoményteriilet, valamint az azt kiszolgalo ipar sajatossaga, hogy az elérhetd termékek
HKkisérleti jellegliek”, sokszor prototipusoknak tekintheték, rovid termékciklusokkal,
folyamatos fejlesztésekkel. Ebbol kovetkezik a piac azon sajatossaga, hogy sok esetben egy
adott idépontban elérhetd terméktipus beérkezett megrendelés alapjan torténd legyartasa a
katalogusban szerepld paraméterekhez képest adott esetben mar fejlettebb megoldasokkal,
jobb potencidlis képességekkel fog megtorténni. Ez részben magyarazatot adhat arra az 1.
pontban részletezett ellentmondasra is, hogy a Kérelmezd altal korabban kifogasolt miiszaki
kovetelmények az Eldzetes Vitarendezési Kérelemben mar nem szerepelnek. Ilyen esetekben
feltételezhetéen Kérelmezd eszkdzeinél is technoldgiai elérelépés, termékatalakitds, vagy
modularis bovités kdvetkezett be.

Kifogasolt miiszaki Kérelmezo kifogasa, javaslata 2022. évben adott valasz
paraméter
1 db Pasztazo elektronmikroszkoép SBFI technikdhoz
Kisvakuum ,nem vdltoztak az elézd, | A kamra megfeleld nyomastartomanya fontos
nyomastartomany: 10 | kordbban mar kifogasolt | felhasznaléi szempont, hiszen a vizsgalando
-500 Pa vagy bévebb | specifikdcichoz képest, mely | gyantaba agyazott anyagok esetleges
alapjan a piacon elérhetd | elektrosztatikus toltddése nem kivant torzitast
termékek koziil tovdbbra is csak | okoz. A megkovetelt 500 Pa nyomas nem
egy gydrté képest miszakilag | széls6séges érték, a nyilvanosan elérhetd miiszaki
megfelelni” informaciok szerint azt tobb gyarto is teljesiti.
Konkrét javaslat: Ezen tulajdonsdg megléte az Ajanlatkérd altal
Kisvakuum nyomastartomany: | beszerezni kivan csucstechnoldgias kutatd eszkodz
10 -150 Pa vagy bévebb felhasznalhatésagahoz sziikséges, ezért indokolt
elvarasa.
Mintaasztal -A | ,(..) nem vadltoztak az eldzd, | A tervezett vizsgalati eljarasok soran sziikséges a
mintadontés korabban mar kifogasolt | mintak  teljes, minden iranybol  torténd
tartomanya specifikacichoz  képest, mely | vizsgalhatosaga, keresztmetszeti feliiletek
Kérjik megadni -5°- | alapjan a piacon elérhetd | leképezése, mely a megjelolt forgatasi
+90° vagy bvebb termékek koziil tovdbbra is csak | intervallum mellett lehetséges. Ez egy
egy gydrté képest miszakilag | csticstechnologias — kutatd  eszkéz — esetében
megfelelni” indokolt elvards. A  megkovetelt dontési
Konkrét javaslat: tartomany a nyilvanosan elérhetd miiszaki
Mintaasztal informaciok szerint nem széls6séges érték, azt
A mintadontés tartomanya tobb gyartd is teljesiti.
Kérjiik megadni -5°- +70° vagy
bévebb
CMOS kamera | ,,(...) nem vadltoztak az eldzd, | Ezen eszk6z vonatkozasaban ilyen el6iras a sem a
vezérlése és a | korabban mar kifogasolt | 2022-ben lefolytatott kozbeszerzési eljarasban,
képkiolvasasa specifikacichoz  képest, mely | sem a targyi Kozbeszerzési Eljarasban nem volt.
(ilyen kovetelmény a | alapjan a piacon elérheté | Ez is mutatja Kérelmez6 kovetkezetlenségét.
miiszaki leirasban | termékek koziil tovabbra is csak | Amennyiben a Kérelmez6 esetlegesen ,.a
nem szerepel) egy gydrté képest miszakilag | Beépitett, szines kamera képmérete: 6 Mpixel
megfelelni” vagy tobb” kovetelményt kifogasolja: A kutatd
Konkrét javaslat: mikroszkdépok kamera egységeinek felbontdsa
Beépitett kamera kozvetlen kihatdssal van az elvégzendd kutatasi
eredményekre. A gyors vizudlis navigicid
érdekében a nagyobb felbontdsu kamera jelentos
elényt biztosit Ajanlatkérd részére. A jelenlegi
technologiai szinvonal mellett a 6 Mpixeles
felbontds nem szélsdséges érték. Az SBFI
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technologia az eleve apr6 mintdk (ugynevezett
blokkok) és  azok  vagasi feliileteinek
megfigyelése miatt kiilondsen igényli a
megfeleléen nagy felbontast. A kamerdk a
mikroszkopok részegységét képezik, de a
mikroszkop gyartok jellemzden nem fejlesztenek
sajat kamera egységet, hanem harmadik fél
termékét épitik be/fejlesztik berendezéseikbe.
Ezaltal a mikroszkop gyartok jelen elvarast egy

megfeleld tulajdonsagu modularis rész
megajanlasaval (minimalis fejlesztéssel vagy
harmadik fél termékének felhasznalasaval)

teljesiteni tudjak.

Infravoros ,(..) nem vdltoztak az elézé, | A minta kamra megfigyelését biztosito kamera
megyvilagitasu, korabban mar kifogasolt | szintén modularis egysége a mikroszkopnak. A
éléképet ad6 CCD | specifikdciohoz képest, mely | CCD kamerdak a mikroszkopok részegységét
kamera a kamraban, | alapjén a piacon elérhetd | képezik, de a mikroszkop gyartok jellemzéen nem
mely a szekunder | termékek koziil tovdbbra is csak | fejlesztenek sajat kamera egységet, hanem
elektron képalkotassal | egy gydrto képest miiszakilag | harmadik fél késztermékét épitik be/fejlesztik
egyidében is | megfelelni” berendezéseikbe. Ezaltal a mikroszkép gyartok
hasznalhat6. Konkrét javaslat: jelen elvarast egy megfeleld tulajdonsagu
Visszaszort  elektron | Infravoros megvilagitasu, modularis rész megajanlasaval teljesiteni tudjak.
detektor hasznalatakor | éloképet adé CCD kamera a Azt barmelyik gyartdo képes sajat rendszerébe
az infravorés | kamraban integralni és az automatikus lekapcsolast a
megyvilagitas sziikséges elektronikdval megoldani. Lasd példaul
automatikusan https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-
lekapcsol. chamberscope/

A fenti indokok alapjan Ajéanlatkérd Kérelmezd eldzetes vitarendezési kérelmet a 2.
kozbeszerzési részre vonatkozd III. kérelmi elem vonatkozasdban elutasitja, az eljarast

megindité felhivasban,

valamint

feltételeket nem modositja.”

a kozbeszerzési

dokumentumokban meghatarozott

8. Az EKR rendszer 2024. majus 13. napjan az alabbi ajanlatok bontotta:

1. Auro-Science Consulting Kereskedelmi Kft. ajanlata:

1. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm): 0,8

2. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm): 1

3. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm): 1,2

4. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm): 1,8

5. Nett6 ajanlati &r (HUF): 199 000 000

A megajanlott

El6irt kovetelmény Elvaras Stlyszam keszu}ek’ J ellem,ZOJ ©
(mértékegység
feltlintetésével)

Gyarto Kérjiik megadni Thermo Fisher
Scientific

Tipus Kérjiik megadni VolumeScope?2

Szarmazasi hely Kérjiik megadni Csehorszag

Mikroszkop oszlop

Kolcsonhatasi energia tartomany
(fokozatmentesen valtoztathatd a

tartomanyon beliil)

Kérjiikk megadni
legalabb 20 eV-30 000
eV vagy bévebb

20eV-30.000eV



https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/
https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/
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Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
nagyvakuumban 15 kV-on

Kérjiik megadni
Felbontas szekunder
elektronokkal
nagyvakuumban 15 kV-
on maximum 1,2 nm.
Elony a kisebb érték! A
1,2 nm feletti értékek
érvénytelenek, a 0,8 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezébb: 0,8 nm
Legkedvezétlenebb:
1,2nm

0,8 nm

Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
nagyvakuumban 1 kV-on

Kérjiik megadni
Felbontasa szekunder
elektronokkal
nagyvakuumban 1 kV-
on
Maximum 1,5 nm. Elony
a kisebb érték! A 1,5 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,0 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 1,0 nm
Legkedvezotlenebb:
1,5nm

1,0 nm

Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on

Igen, kérjiik megadni!
Felbontas szekunder
elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on
maximum 1,8 nm. Elény
a kisebb érték! A 1,8 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,2 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvez6bb: 1,2 nm
legkedvezGtlenebb:

1,8 nm

1,2 nm
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Ertékelési szempont Kérjiik megadni
Felbontas szekunder elektronokkal Felbontas szekunder
kisvakuumban 3 kV-on elektronokkal

kisvakuumban 3 kV-on
maximum 2,7 nm. Elény
a kisebb érték! A 2,7 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,8 nm
vagy az alatti értékek 5 1,8 nm
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak

pontszamot.

Legkedvezo6bb: 1,8 nm

Legkedvezétlenebb:

2,7nm

P . . Kérjiik megadni
Kisvakuum nyomastartomany 10 -500 Pa vagy bévebb 10 ... 500 Pa
Akkumulatoros védelem az iongetter
, . Igen lgen

tapegységben
Mintaasztal Kérjiik megadni -15° - 490°
A mintaddntés tartomanya -5°-+90° vagy b6vebb
Mintaasztal
A mintaasztal analitikai munkatavolsagon Igen lgen
legyen mechanikusan eucentrikus
In-lens rendszer(i szegmentalt visszaszort laen laen
elektron detektor g 9
Szoftverbdl vezérelhetden betolhato -
kihtzhat6 szilardtest detektor visszaszort lgen laen
elektronokhoz, koncentrikus gyiirii alak g g
szegmensekkel
Infravoros megyvilagitasu, éléképet ado CCD
kamera a kamraban, mely a szekunder
elektron képalkotassal egyidében is Igen Igen

hasznalhato6. Visszaszort elektron detektor
hasznalatakor az infravords megvilagitas
automatikusan lekapcsol.

Kamraba épitett mikrotdm

A mikrotém kezeld funkcioi legyenek a
mikroszkop szoftveres felhasznaloi Igen lgen
feliiletébe integraltak

9. Labsoft Sp. z 0.0. ajanlata:

1. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 15 kV-on - (1,2-0,8 nm): 0,8

2. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal nagyvakuumban 1 kV-on - (1,5-1,0 nm): 1

3. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on - (1,8-1,2 nm): 1,2




13

4. Pasztaz6 elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on - (2,7-1,8 nm): 1,8
5. Netto ajanlati ar (HUF): 212 900 000

A megajanlott
El8irt kdvetelmény Elvaras Stlyszam | K€s7ulek jellemzdje
(mértékegység
feltlintetésével)
Gyartod Kérjiikk megadni Thermo Fisher
Tipus Kérjiikk megadni Apreo VolumeScope
Szarmazasi hely Kérjiikk megadni Csehorszag
Mikroszkdp oszlop
Ko6lcsonhatasi energia tartomany Kérjiik megadni
(fokozatmentesen valtoztathato a legalabb 20 eV-30 000 20eV — 30.000eV
tartomanyon beliil) eV vagy bévebb
Ertékelési szempont Kérjiik megadni
Felbontas szekunder elektronokkal Felbontas szekunder
nagyvakuumban 15 kV-on elektronokkal

nagyvakuumban 15 kV-
on maximum 1,2 nm.
Elény a kisebb érték! A
1,2 nm feletti értékek
érvénytelenek, a 0,8 nm
vagy az alatti értékek 5 0,8 nm
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 0,8 nm
Legkedvezdtlenebb:
1,2nm

Ertékelési szempont Kérjiik megadni
Felbontas szekunder elektronokkal Felbontasa szekunder
nagyvakuumban 1 kV-on elektronokkal
nagyvakuumban 1 kV-
on

Maximum 1,5 nm. Elony
a kisebb érték! A 1,5 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,0 nm
vagy az alatti értékek
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 1,0 nm
Legkedvezétlenebb:
1,5nm

5 1,0 nm
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Ertékelési szempont
Felbontas szekunder elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on

Igen, kérjiik megadni!
Felbontas szekunder
elektronokkal
kisvakuumban 15 kV-on
maximum 1,8 nm. Elény
a kisebb érték! A 1,8 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,2 nm

vagy az alatti értékek 1,2 nm
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvezo6bb: 1,2 nm
legkedvezitlenebb:
1,8 nm
Ertékelési szempont Kérjiik megadni
Felbontas szekunder elektronokkal Felbontas szekunder
kisvakuumban 3 kV-on elektronokkal
kisvakuumban 3 kV-on
maximum 2,7 nm. Elény
a kisebb érték! A 2,7 nm
feletti értékek
érvénytelenek, a 1,8 nm
vagy az alatti értékek 1,8 nm
maximalis pontot
kapnak, a koztes értékek
linearis aranyositas
szerint kapnak
pontszamot.
Legkedvez6bb: 1,8 nm
Legkedvezotlenebb:
2,7nm
Kisvakuum nyomastartomany 10 _?Oegjll)ﬂ; \I/Iafg%/agg:/ebb 10 - 500 Pa
Akkumulatoros védelem az iongetter
. , Igen lgen
tapegységben
Mintaasztal Kérjiik megadni -15° - +90°
A mintadontés tartomanya -5°- +90° vagy bdvebb
Mintaasztal
A mintaasztal analitikai munkatavolsagon Igen Igen
legyen mechanikusan eucentrikus
In-lens rendszerii szegmentalt visszaszort lgen laen
elektron detektor g 9
Szoftverbdl vezérelhetden betolhato -
kihtizhato szilardtest detektor visszaszort
Igen Igen

elektronokhoz, koncentrikus gytirti alaka
szegmensekkel
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Infravoros megvilagitasu, éloképet ado CCD
kamera a kamraban, mely a szekunder
elektron képalkotassal egyidében is
hasznalhat6. Visszaszort elektron detektor
hasznalatakor az infravords megvilagitas
automatikusan lekapcsol.

Igen Igen

Kamraba épitett mikrotdm

A mikrotém kezeld funkcioi legyenek a
mikroszkop szoftveres felhasznaloi Igen lgen
feliiletébe integraltak

10. Az ajanlatkérd a kdzbeszerzési eljarast 2024. oktober 29. napjan felfiiggesztette.
A hivatalbéli Kezdeményezés

11. A kezdeményez6 2024. oktdber 15. napjan benyujtott és 2024. oktober 18. napjan
hianypoétolt kezdeményezésében annak megallapitasat kérte, hogy az ajanlatkérd
kozbeszerzési eljarasanak 2. részében a felhivas és dokumentacio tobb eldirasa is jogsérto.

12. Ismertette, hogy az ecurdpai unids koltségvetési forrasok felhasznalasanak
ellendrzésérdl szolo 2022. évi XXVIL torvény (a tovabbiakban: Eufetv.) 24. § (4) bekezdése
biztositja szdmara, hogy a Kbt. 152. § (1) bekezdés o) pontja alapjan kezdeményezheti a
Kozbeszerzési Dontébizottsag eljarasat, ha a kdzbeszerzésekrdl szold torvénybe, illetve a
kozbeszerzésekrol szo16 térvény felhatalmazasa alapjan alkotott rendeletbe iitk6z6 magatartas
vagy mulasztas jut a tudomasara.

13.  Kozolte, hogy a kezdeményezés targyat képezd kozbeszerzés eljaras tervezett forrasa
eurdpai unios forras. A felhivas I1.2.13. pontja értelmében a beszerzés eurdpai unids
alapokbdl finanszirozott programmal kapcsolatos, az unios alapok finanszirozasi azonositoja:
Helyredllitasi és Ellenalloképességi Eszkoz (RRF), illetve a 2021-2027-es programozasi
1d6szak egyeb eurdpai unids forrésa.

14.  Rogzitette, hogy az ajanlatkéré az ajanlati felhivasa VI.3.15 pontja alatt adott
tajékoztatast arrol, hogy kozbeszerzési eljarasa mindkét részét a Kbt. 53. § (6) bekezdése
alapjan feltételes kozbeszerzési eljarasként inditja, mivel a kozbeszerzési eljarés
meginditasakor egyik rész tekintetében sem rendelkezik a megkotendd szerzédés
teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezettel. Az ajanlatkérd kozolte, hogy tdmogatas iranti
igényt fog benyujtani és a tdmogatasi igénye el nem fogadasat vagy az igényeltnél kisebb
Osszegben torténd elfogaddsat olyan koriilménynek tekinti, mely miatt mindkét részt
eredménytelennek nyilvanithatja.

15.  Jelezte, hogy az ajanlatkéré a Magyarorszag Helyreallitasi és Ellenalloképességi Terve
végrehajtasanak alapvetd szabalyairol és felelds intézményeirdl szolo 373/2022. (IX. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint kérte az ellendrzést, s a Kozigazgatasi ¢és
Teriiletfejlesztési Minisztérium Kozbeszerzési Feliigyeletért Felelds Helyettes Allamtitkarsag
Kozbeszerzési Felligyeleti Foosztalya 2024. prilis 3. napjan adta ki a 2. szdmua mellékletként
csatolt feltétellel tamogaté tartalmt, az eljaras meginditasara vonatkozo tanusitvanyat (MIR
azonositd: 2024/02/00279/).
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16. A kezdeményez6 az ajanlatkérd kozbeszerzési eljarasanak mindkét része vizsgalatara a
KEL/107/2/2024. szamu, 2024. majus 28. napjan kelt végzésével az Eufetv. 5. § (3) bekezdés
a) pontja, valamint a 20. § (2) bekezdése alapjan hivatalbdol az altaldnos kozigazgatasi
rendtartasrol sz616 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) szerinti hatosagi ellenérzést
inditott, melyet mellékelve csatol. A hatdsagi ellenérzést - annak lefolytatasat kovetéen - a
kezdeményez6 mellékletként csatolt a KEL/107/16/2024. szamt végzésével 2024. julius 26.
napjan lezarta, err6l értesitette az ajanlatkérét, és kozolte, hogy az Akr. 101. § (1) bekezdés b)
pontja alapjan a hatosagi ellendrzés sordn tapasztalt jogsértések gyanuja miatt a
Dontobizottsag hivatalboli eljarasat kezdeményezi.

17.  Utalt arra, hogy 2024. majus 28. napjan napjan az Eufetv. 20. §-a szerinti hatosagi
ellendrzést inditott mindkét részben, mely jogsértések az eljarast inditd ajanlati felhivasbol
nem megallapithatok. A jogsértésekr6l a kezdeményezé a hatosagi ellendrzés soran szerzett
tudomast. Az ajanlatkéré a kozbeszerzési eljardsa 1. és 2. része kozbeszerzési
dokumentumaihoz, az EKR adatokhoz 2024. méajus 29. napjan adott hozzaférést. A
kezdeményez6 hatosagi ellendrzését 2024. julius 26. napjan zarta le és ezen a napon értesitette
a hatosagi ellendrzéssel érintett tigyfeleket az ellendrzés eredményérél. A kezdeményezd
eléadta, hogy a fentiekre tekintettel a Kbt. 152. § (2) bekezdés ¢) és (2a) bekezdés a) pontja
szerinti hataridében nyujtja be a hivatalboli kezdeményezését. Utalt arra, hogy a jogsértd
esemény megtorténtének idopontja tekintetében a Kbt. 152. § (3) bekezdése utald
rendelkezése alapjan irdnyadd a Kbt. 148. § (8) bekezdés a) pontja iranyadd, mig a tudomasra
jutasi idépontjaként 2024. jalius 26. napjat, a hatosagi ellenérzés lezarasardl szold értesitést
jelolte meg.

18. A kezdeményezd 1. kezdeményezési elemében annak megallapitdsat kérte, hogy az
ajanlatkéré megsértette a Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontjat, a Kbt. 77. § (1) bekezdését, a
Kbt. 2. § (2) bekezdését és a Kbt. 58. (2)-(3) bekezdését a ,,Pasztazo elektronmikroszkop
SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 3
kV-on — (2,7-1,8 nm)” és a hianypotlasaban kiegészitett ,,Pasztazo elektronmikroszkop SBFI
technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 15 kV-
on — (1,8-1,2 nm)” mindségi értékelési szempontra vonatkozo értékelési eldirasok és
érvénytelenségi ok jogsérté meghatarozasaval.

19.  Kifejtette, hogy az ajanlatkér6 a dokumentacié 16.2.4. pontjaban ,a Pasztazo
elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontds szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm)” mindségi értékelési szempontra az
alabbiakat irta eld.

20. »160.2.4. Pasztdzo elektronmikroszkdop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere -
Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm)

Ezen értékelési szempont esetében az ajanlatok Osszehasonlitdsdnak alapjat a Rendszer részét
képezd, megajanlott ,Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz” termék Felbontas
szekunder elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on értéke képezi.

Az értéket a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelé Felolvasolapon, egy tizedesjegy
pontossaggal kell megadni. /Elény a kisebb érték! /

A Kbt. 77. § (1) bekezdésével kapcsolatos eldirasok: Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefliggd ajanlati elemmel kapcsolatban
meghatarozza az adott ajanlati elem azon legkedvezdbb szintjét, melyre €s az annal még
kedvezdbb vallalasokra egyarant az adhatdo pontszam felsé hatardval azonos szamu
pontszamot ad és ebben az esetben az Ajanlatkérd a pontszdmok meghatarozasat gy végzi el,
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hogy a legkedvezébb szintnek megfelelé értéket veszi figyelembe a pontszamok
meghatarozasanal:

4. Pésztaz6 elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm): 1,8 nm

Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefiiggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezodtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevd az alabbiakndl kedvezOtlenebb megajanlast tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

4. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm): 2,7 nm”

21.  Kiemelte, hogy az ajanlatkéré az 1. sz. tenderlapon kifejezetten rogzitette is, hogy a
2,7 nm feletti értékek érvénytelenek.

22. A kezdeményezd szerint megallapithatd, hogy egyik gyartdé a Tescan Group a.s.
pasztdzo elektronmikroszkopjanak értéke 2,7 nm feletti, 3 nm, igy az egyébként szakmai
szempontbol megfeleléen mikodo pasztazdé elektronmikroszkopjaval a kozbeszerzési
versenyben nem vehet részt.

23. A hidnypotlasaban kiegészitett kezdeményezési elemében ismertette, hogy az
ajanlatkéré a Kozbeszerzési Dokumentacid 16.2.3. pontjaban ,,Pasztazo elektronmikroszkop
SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontds szekunder elektronokkal kisvdkuumban
15kV-on —(1,8-1,2 nm)” mindségi értékelési szempontra az alabbiakat irta eld.

24.  ,16.2.3. 16.2.3. Pasztaz6 elektronmikroszkop SBFI technikdahoz miiszaki paramétere -
Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on — (1,8-1,2 nm)

Ezen értékelési szempont esetében az ajanlatok dsszehasonlitdsanak alapjat a Rendszer részét
képezd, megajanlott 'Pasztazd elektronmikroszkop SBFI technikdhoz’ termék Felbontas
szekunder elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on értéke képezi.

Az értéket a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfeleld Felolvasolapon, egy tizedesjegy
pontossaggal kell megadni. /El6ny a kisebb érték! /

(...)

3. Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on — (1,8-1,2 nm): 1,2 nm

Ajanlatkérd a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan a jelen értékelési szemponttal Osszefliggd
ajanlati elemmel kapcsolatban meghatarozza az adott ajanlati elemmel kapcsolatos olyan
elvarasat, amelynél kedvezOdtlenebb az adott megajanlas nem lehet. Amennyiben az
ajanlattevd az alabbiakndl kedvezOtlenebb megajanlast tesz, abban az esetben az ajanlata
érvénytelennek mindsiil.

3. Pésztazo elektronmikroszkdp SBFI technikdahoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on —(1,8-1,2 nm): 1,8 nm

Az Ajanlatkérd a Miiszaki Leiras 1. sz. tenderlapon kifejezetten rogzitette is, hogy az 1,8 nm
feletti értékek érvénytelenek. Felbontas szekunder elektronokkal kisvdkuumban 15 kV-on
maximum 1,8 nm.”

25. A kezdeményezd szerint megallapithatd, hogy egyik gyartd6 a Tescan Group a.s.
pasztazo elektronmikroszkopja szdmos miiszaki jellemzdjét méri, de a ,,Felbontds szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15kV-on” tekintetében gyartéi adat nem 4&ll rendelkezésre,
mivel a gyartd nagyvakuumban 30 kV-on méri az értékét, és akkor a felbontas 1.8 nm.
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26. A Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdése szerinti indokoltsagi és aranyossagi kovetelménynek
valo megfelelés ezen 15 kV-on eldirt hatarérték tekintetében nem allapithatdé meg. A gyartok
szakcégek, akik termékek relevans miszaki jellemzdit mérésekkel dokumentaljak, az a
koriilmény ebben az esetben még gyartdéi mért adat sem all rendelkezésre megkérddjelezi az
indokoltasagat és az aranyossagi kovetelménynek valdo megfelelését.

27.  Utalt arra, hogy a gyartok szakcégek, akik termékek relevans miiszaki jellemzdit
mérésekkel dokumentaljak, az a koriilmény, hogy ebben az esetben még gyartéi mért adat
sem all rendelkezésre, megkérddjelezi az indokoltasdgat és az aranyossagi kovetelménynek
valo megfelelését.

28. A kezdeményezd 2-10. kezdeményezési elemében az ajanlatkéré miiszaki leirasat
vitatta annak jogsértd jellegére tekintettel, ami a Kbt. 58. § (2)-(3) bekezdése és a 2. § (2)
bekezdése megsértését eredményezi.

29. A kezdeményezd szerint megallapithatd, hogy a pésztazd elektronmikroszkdpokat
sz€lesebb gyartdi piaci kor gyart, tobb gyartd is érdekelt ebben a piaci szegmensben, igy
példaul a Thermo Fisher Scientific Inc., az érdekelt, a Tescan Group a.s. és a ZEISS.

30.  Ezen széles gyartdi piaci kor ellenére a kozbeszerzési eljaras 2. részében is kizardlag
egy gyartd, a Thermo Fisher Scientific Inc. pasztazd -elektronmikroszkopja kertilt
megajanlasra, a gyartd két kizardlagos forgalmazdja részérdl, miként az 1. részben.

31.  Kifejtette, hogy az ajanlatkér6 a miszaki leirdsban Osszesen 46 kotelezd feltételt
tamasztott. Ezek kozott az ajanlatkérd tobb olyan kotelezd feltételt is meghatarozott, melyek
Osszhatasaként 1 gyartéra, a Thermo Fisher Scientific Inc.-re, illetve annak termékére
sziikitette le a versenyt, azaz zarta ki az érdemi kozbeszerzési versenyt.

32. Erre tekintettel szlikséges annak vizsgdlata, hogy ezek a miszaki leirdsi eldirasok
megfelelnek-e a Kbt. 58. § (2) -(3) bekezdése kovetelményeinek lasd az 2. rész 200 M Ft
feletti értékére €s a kozbeszerzés e része céljara tekintettel indokoltak-e €s aranyosok-e,
indokolatlanul nem akadalyozzék-e a kdzbeszerzési versenyt. Fontos annak kiemelése, hogy a
Kbt. kogens szabalyozasa nem 6nmagaban csak indokoltsagot var el, hanem e mellett 6nalld
kovetelményként jelenik meg az ardnyossag, mely a Kbt. 2. § (2) bekezdése szerinti aranyos
modon eljaras kozbeszerzési alapelvének a miiszaki leiras tekintetében torténd alkalmazési
kovetelményének a kifejezett megerdsitése.

33. Kiemelte, hogy a tobbi gyartd kozbeszerzési versenybdl vald kizarasat okozo
ajanlatkérdi jogsértd eldirdsok alapvetden két csoportba sorolhatok:

- adott miiszaki jellemzd minimum, illetve maximum paramértere hatarértékei akkénti
meghatarozasa, hogy az attél kis mértékben eltérd, de funkcionalisan megfeleld
pasztazo elektronmikroszkop mar nem megajanlhato, azt érvénytelenné nyilvanitana,

- az adott miszaki elvarasat olyan konkrét moddon hatarozta meg, hogy azzal
egyenértékii funkcionalis hatdst biztosité mas fajta megoldast kizart, azt érvénytelenné
nyilvanitana.

34. A kezdeményez6 az alabbi miiszaki eldirasokat sérelmezte:
2. kezdeményezési elem: Kdlcsonhatdsi energia tartomany (fokozatmentesen valtoztathatd a
tartomanyon beliil) legalabb 20 eV-30 000 eV vagy bévebb — melynél a minimum érték a 20
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eV indokoltsdga ¢s aranyossaga nem allapithatdo meg.

3. kezdeményezési elem: Kisvakuum nyomastartomany 0-500 Pa vagy bdvebb, melynél a
minimum érték 0 Pa teljesithet0sége, indokoltsaga és aranyossaga nem allapithatd meg.

4. Kkezdeményezési elem: Akkumulatoros védelem az iongetter tapegységben — mas
egyenértékii moédon is biztosithatd az akkumuléator védelme, mint az iongetter tapegységben,
emiatt indokoltsaga és ardnyossaga nem allapithato meg (lasd pl. védelmi lekapcsolési
funkcio).

5. kezdeményezési elem: Mintaasztal dontési tartomanya -5 °- + 90 © vagy bévebb — ettdl kis
mértékben eltérd, de egyenértékli modon is biztosithaté mintaasztal dontési tartomanya emiatt
indokoltsaga és aranyossaga nem allapithaté meg.

6. kezdeményezési elem: Mintaasztal analitikai munkatavolsagon legyen mechanikusan
eucentrikus — mas egyenértékii modon is biztosithatd megfeleld mintaasztal emiatt
indokoltsdga és aranyossaga nem allapithatdé meg (lasd pl. computer vezérelt eucentrikus
asztal).

7. kezdeményezési elem: In-lens rendszerii szegmentalt visszaszort elektron detektor — mas
egyenértékii modon is biztosithatd megfelelé detektor emiatt indokoltsaga €és aranyossaga
nem allapithaté (lasd pl. szcintillacios detektor).

8. kezdeményezési elem: Szoftverbdl vezérelhetden betolhatod - kihuzhato szilardtest detektor
visszaszort elektronokhoz, koncentrikus gylirli alaki szegmensekkel - mas egyenértékii
modon is biztosithatd megfeleld detektor emiatt indokoltsadga €s aranyossaga nem allapithato
meg (lasd pl. gytirti alak szegmensek nélkiil).

9. kezdeményezési elem: Infravords megvilagitasu, éloképet ado CCD kamera a kamraban,
mely a szekunder elektron képalkotissal egyidOben is haszndlhat6. visszaszort elektron
detektor hasznalatakor az infravoros megyvilagitas automatikusan lekapcsol - mas
egyenértékii moédon is biztosithatdé a megfeleld felhaszndldsi funkcid, igy a részletes elvarés
egészének a teljes kort megfelelés kovetelménye indokoltsaga és ardnyossaga nem allapithato
meg.

10. kezdeményezési elem: A mikrotom kezeld funkcioi legyenek a mikroszkép szoftveres
felhasznaloi feliiletébe integraltak — nem 4llapithatdé meg indokoltsdg és ardnyossag a
mikroszkop szoftveres felhasznaloi feliiletébe integraltsagi kovetelmény tekintetében, mivel
ilyen integraltsag hidnyaban is a kezeld funkciok megfeleléen hasznalhatok.

35. A kezdeményez6 megitélése szerint a 2. részben is a miszaki leiras Kbt. 58. § (2) és
(3) bekezdése megsértése mellett megallapithatd a Kbt. 2. § (2) bekezdése sérelme is, mivel
azok egyben az esélyegyenldség tekintetében hatranyt okoztak.

36. A kezdeményez6 kezdeményezése alatamasztasara csatolta az Image — Science Kft. —
a Tescan Group a.s. magyarorszagi forgalmazoja tajékoztatasat, valamint a JEOL (Europe)
Sas gyart6 képviseldje tajékoztatasat.

37. A kezdeményezé inditvanyozta az Akr. 71. § (1) bekezdése alapjan szakértd
kirendelését. Kérte jogsértés megallapitasa mellett az ajanlatkéré felhivasanak és

crer

38. A kezdeményezd az ajanlatkérd észrevételére reagalva kifejtette, hogy az ajanlatkérd
nem hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott, azaz nem
hivatkozott sem miiszaki technikai sajatossdgokra, sem kizarélagos jogra az egységes
rendszer biztositasa érdekében. Megjegyezte, hogy az ajanlatkérd észrevétele mas pontjaiban
tobb helyen kifejezetten ugy nyilatkozott, hogy nem kovetelte meg sem a homogén rendszert,
sem az egységes rendszert. A kezdeményez6 allaspontja szerint az ajanlatkérének a beszerzési
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igényére vonatkozo miiszaki leiras és kozbeszerzési eldirds meghatarozasi joga nem korlatlan,
hanem azt a Kbt. alapelvei és tételes rendelkezései korlatatai kozott teheti meg. A beszerzési
igényre vonatkozOo miiszaki leiras tekintetében a jogalkotd a Kbt. 58. § (2) és (3)
bekezdésében szabta meg ezeket a kogens és érdemei feltételeket: . feltéve, hogy
kapcsolddnak a szerzddés targyahoz [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és
céljaihoz képest aranyosak.

(3) A miszaki leirasnak valamennyi gazdasagi szerepld szdmara egyenld hozzaférést kell
lehetévé tennie, és nem lehet olyan hatasa, amely indokolatlanul akadalyoznd a verseny
biztositasat a kozbeszerzés soran.”

39.  Rogzitette, hogy az ajanlatkéré a kifogasolt elemeknél sem az értékhez (lasd 2-3 Mrd
Ft) és a célhoz ardnyossagra, sem az indokoltsdgra vonatkozdé okszeri és elfogadhato
magyarazatot az nem adott elo.

40. Az ajanlatkéré hivatkozott a DontObizottsag D.41/16/2013. sz. hatdrozatara, mely
elektronikus jogtar szolgaltatisra vonatkozik, igy a dominansan kiilonb6zo targy eltérd
jellemzd6i miatt az abban foglaltakbol jelen {ligyre iranyado kovetkeztetés nem vonhato le. A
Dontdbizottsag D. 35/204/3124. sz. hatarozata az egybeszamitasi kotelezettség megsértésére
¢és kozbeszerzési eljaras jogsértd melldzésére vonatkozott, amikor ajanlatkéré szétbontotta,
kiilon beszerzésben valositotta meg az lizemeltetésre, gondnoksdgra ¢s karbantartdsra
vonatkoz6 feladatokat, igy az eltérd tényallas okén az abban foglaltak jelen ligyben nem
iranyadok.

41. A kezdeményezO szerint Onmagaban a homogenitas el nem irdsa még nem jelent
feltétlen jogszerliséget, hanem az a kdvetelmények Gsszessége vizsgalata alapjan itélhetd meg.
Az ajanlatkéré hivatkozott arra is, hogy nem irt eld olyan kovetelményt, hogy a jelenleg
forgalomban levd eszkdzok, részegységek szallitdsat fogadja el, tovabba — megitélése szerint -
megkdvetelheti a forgalomba levo, ,kataldgusban szerepld” eszkozok atalakitasat és/vagy
modularis bovitését, fejlesztését.

42. A kezdeményezé jogi allaspontja szerint a megalapozottsag és kozbeszerzési
jogszertiség érdekében azt (is) kell vizsgalni, hogy van-e olyan gyartd, akinek a termékei
atalakitas, bovités és/vagy fejlesztés nélkiil is megfelelnek, mig mas gyarto(k) tobb feltétel
tekintetében csak id6, human és vagyoni raforditasokkal lehetnének erre képesek. Ez felveti,
hogy valoban indokoltak-e és aranyosak-e az ajanlatkérd altal tamasztott feltételek. E mellett
tekintettel kell lenni arra is, hogy mas gyarto(k) szdmdra milyen id6tartatam alatt, milyen
huméan ¢és anyagi raforditdssal lenne lehetséges a specifikacio feltételeinek megfeleld
termékek fejlesztése, azaz valds alternativat jelenten-e a 30 napos ajanlatétteli, majd eljaras
lefolytatasi hataridok mellett.

43. Kifejtette azon allaspontjat, mely szerint a konkrét beszerzési targyak sajatossagaira és
érintett feltételek jellemzdire tekintettel az ajanlatkérd kozbeszerzési eljarasa, illetve annak 2.
része tekintetében ez nem jelent valos alternativat.

44, Kiemelte, hogy azért tette a hivatalboli kezdeményezése targyava az ajanlatkérd egyes
miszaki érvényességi/érvénytelenségi eldirasait, mert azokban vagy a muszaki jellemzok
minimum ¢és maximum hatarértékei meghuizasaval vagy az adott miiszaki elvaras egy gyarto
megoldasara jellemz6é megadasaval jogsértden jart el.
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45. A kezdeményez6 5-6. szami mellékleteként becsatolta azokat az okKirati
bizonyitékokat, amelyekben a gyartd szakcégek szakmai szempontbol jellemezték az
gjanlatkéré altal tamasztott kotelezd feltételeket, melyben tabldzatos formdban is
Osszesitették, hogy az egyes gyartok, mely feltételeknek nem felelnek meg. A kezdeményezd
azért hivatkozott erre, mert ezekbdl megallapithatd, hogy a feltételek Osszességét nézve a
kiilonbozé gyartdk azonos és/vagy eltérd feltételeknél ,,esnek ki’ az érvényes, megfeleld
ajanlattétel lehetdségébol.

46.  Erre tekintettel az ajanlatkéré azon el6adasa, hogy a konkrét érvényességi
kovetelménynél mely gyartd(k) terméke megfeleld (mellyel kivanja aldtdmasztani eldirdsat)
relativ, mivel ténylegesen a tobbi feltételre tekintettel a nevesitett gyartd6 sem tud érvényes
megfeleld ajanlatot tenni.

47. A kezdeményez0 szerint a Kbt. 58. § (2) és (3) bekezdése szerinti indokoltsagi €s
aranyossagi kovetelménynek valdo megfelelés nem allapithatdé meg ezeknél a feltételeknél.
Tobb érvénytelenségi oknal megallapithatd, hogy azért megalapozatlan, mert mas
egyenértékii modon is biztosithatd az ajanlatkéréi igényeknek megfelelés, igy példaul az
akkumulator védelme, mintaasztal dontési tartomdnya, mechanikus excentrikussaga, a
megfeleld detektorok.

Az ajanlatkéro észrevétele
48. Az ajanlatkérd érdemi észrevételében a jogsértés hidnydnak megallapitasat kérte.

49. Kiemelte, hogy beszerzési igénye specialis jellegli, mint azt az eljarast megindito
felhivasban, valamint a muszaki leirdsban rogzitette, és amelyet a KFF ellendrzése soran,
valamint a kezdeményez6 hatosagi ellenérzése soran bemutatott. Az ajanlatkéré célja a
beszerzési igény megvaldsitasaval, hogy a vilagviszonylatban vezeté kutatasi potenciallal
rendelkezd ,,Core Facility”-khez, tudomanyos kutatoélaboratéoriumokhoz csatlakozzon. Az
egyetemi szinvonali kutatdshoz, ¢és a nemzetkozi élenjard kutatasi programokban valo
részvételhez az 1. és 2. rész miiszaki leirdsaiban meghatarozott berendezések, és az azokbol
Osszeallitott egységes rendszer beszerzése sziikséges.

50.  Ismertette, hogy a beszerzésre keriild rendszer a makromolekula szintl
haromdimenzios struktira kutatds modern eszkozhatterét képezi, amellyel a mintak szerkezeti
tulajdonsagai informativ vizudlis reprezentaciokkal képezhetOk le, lehetové téve a kutatasi
témak mechanikus szerkezeti tulajdonsdgokon alapul6 vizsgalatat. Az ajanlatkérd elvarasa az,
hogy a rendszer, mint komplett miiszeregyiittes tegye lehetévé a Single Particle Analysis
rekonstrukcidos kutatdsi eljards teljes munkafolyamatinak elvégzését, magas foku
automatizalhatésag mellett, mely magaban foglalja a mintdk tobbszinti eldvizsgalatat,
elészlirését és az adatgylijtést fagyasztott vékony rétegekrol, fagyasztott sejtekbdl vagy azok
szeleteibdl minimum egy mikrométer vastagsagig.

51. Az ilyen kutatasi kapacitasok létrehozasanal a fenntarthatosdgot €s hatékonysagot az
biztositja, hogy az egyes egységek kutatasi profilja eltérd, kiilonféle kutatdsi szolgaltatasokkal
szolgdljdk az innovaciot. A jelen beszerzés targyat képezd rendszerrel -elérhetd
csucstechnoldgias megoldast a meghatarozott, kiilonb6zd profila, képességii részegységekbol
all6 magas fokon automatizalhaté eszkozkészlet rendszerbe épitettsége és kdzds szinergiaja
adja, a létrehozando kutatd intézmény ezen egy rendszerbe szervezett 3d alapi komplex
szolgaltatasi profillal tud illeszkedni a nemzetkozi core facility halozatba.
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52. A jelen kozbeszerzéssel, két kozbeszerzési részben beszerezni kivant rendszer egy,
magas fokon automatizalhaté mikroszkopids laborban fogja 6ssze a modern 3d mikroszkopias
képalkotas infrastruktirdjat, a vizsgalt mintdk eldszliréstdl, egészen a makromolekula szintti
haromdimenzids struktira megjelenitéséig, kozos platformon egyesitve a  krio-
elektronmikroszképia és a Serial Block Face Imaging technologia szerkezeti kutatod

crer

53. A beszerzési igény tervezése soran az ajanlatkéré figyelembe vette, hogy a tervezett
kutatasi projektek ki fognak terjedni a sejtkutatastél kezdve a mikromtianyagok ¢és
nanoanyagok ¢lettani hatdsaira is. Ez utobbi a kozelmultban fokuszba keriilo, a
kornyezetvédelemhez is kapcsolddo tertilet kiilondsen specialis miiszerezettséget igényel. Az
artalmas anyagok bejutdsat és eloszlasat a biologiai szervezetben a sejtszintii méretskalatol
kezdve lehet majd vizsgalni. Innen a sejtalkotok szintjén at lehetséges az eljutds az egyes
fehérjék térbeli szerkezetére gyakorolt hatasokig. A teljes folyamat leképezése és megértése
funkcionalis kapcsolatot igényel a leendd laboratorium eszkozei kozott.

54. Az ajanlatkér6 allaspontja szerint a beszerzési igény tervezése soran meghatarozott, €s
a beszerzési igény megvalositasa altal kitlizott cél alapvetd fontossagu a kdzbeszerzési eljaras
feltételrendszerének vizsgalata soran. Ennek a kozbeszerzési eljards soran az eldzetes
vitarendezést kérelmezd érdekelt altali, valamint a jogorvoslati eljardsban kezdeményezd
altali figyelmen kiviil hagyédsa, vagy masodlagos, elhanyagolhatdé szempontként vald
figyelembevétele nem megfeleld eljaras a kozbeszerzes jogszeriiségének megéllapitasa soran.

55.  Hivatkozott az eldzetes vitarendezési kérelemre adott véalasz I.1. pontjaban foglaltakra,
amelyek bemutatjak a kozbeszerzési eljaras sordn eldzetes vitarendezési kérelmet el6terjesztd
érdekelt kovetkezetlenségét. Az ajanlatkérd ezt azért tartja fontosnak kiemelni, mert a jelen
jogorvoslati eljaras jelents részben az altala tett észrevételek, megfogalmazott kifogéasok,
feltételezett jogsértések kezdeményezd altali atvétele alapjan van folyamatban.

Az ajanlatkérd észrevételében hivatkozott a Kozbeszerzési Dontobizottsag kovetkezetes
gyakorlatara. A D.41/16 /2013. iktatdszamua hatarozat szerint: ,,(...) maga hatdrozza meg a
beszerzési igényét, ezen beliil azokat a miiszaki jellemzdket, amelyeket az ajanlattevoktol
elvar. Az ajanlatkéré, mint kozpénzt felhasznald koteles biztositani a verseny tisztasagat,
nyilvanossagat, tovabba az esélyegyenlGséget és az egyenlé banasmodot az ajanlattevok
szamara. Mindez nem jelenti azt, hogy a beszerzési igényét ne a sajat sziikségletének
megfelelden hatarozhatna meg, hanem azt kellene beszereznie, amit a piac kinal, sot amibdl a
piac a legtobbet, legolcsobbat stb. kinalja. (...) Az ajanlatkérének a sajat, tényleges
sziikségleteinek megfeleléen kell a Kbt. korlatai kozott meghataroznia elvarasait a sajat
igényeihez, nem pedig a tobbségi kinalati piachoz, vagy a kérelmez6hoz kell igazitania.”

56.  Kifejtette, hogy a fentiek alapjan joga van ahhoz, hogy a Kbt. és a tovabbi vonatkozo
jogszabalyok keretei kozott a beszerzés targyat, annak elvart miiszaki jellemzdit a ténylegesen
felmertilt beszerzési igényéhez igazododan, sajat maga allapithassa meg. Ennek keretében
figyelembe kell vennie kiillondsen a Kbt. alapelvi rendelkezéseit, a Kbt. 58. §-anak
rendelkezéseit, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. Rendelet eldirasait. Allaspontja szerint a
kozbeszerzési dokumentumok eldirasait a jogszabalyi eldirasoknak megfelelve, sajat
sziikségletei szerint, semmiképpen sem jogszeriitleniil, hatarozta meg. Felhivta a figyelmet
arra, hogy a Kbt. 58. § (3) bekezdése ,,indokolatlanul akadalyoznd a verseny biztositasat”
fordulata alapjan az ajanlatkérének nem feladata beszerzési igényét az adott piacon aru
széllitasat kinalé valamennyi gazdasagi szerepld, igy az érdekelt, vagy mas gazdasagi
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szerepld altal gyartott, forgalmazott termékek/rendszerek tulajdonsagaihoz, képességeihez
igazitania. Hangsulyozta, hogy a verseny korldtozasa csak akkor tilalmazott a Kbt. alapjan,
amennyiben az indokolatlan, az ajanlatkér6 komplex elvarasait pedig a beszerzési igény
megvalositasanak 1. fejezetben bemutatott célja indokoltta teszi.

57.  Utalt a Kozbeszerzési DontObizottsag D.35/24/2024. iktatdoszamu hatarozataban
foglaltakra, mely szerint ,,(...) A DontObizottsdg nem fogadta el a kérelmez6 azon kifogasat,
hogy (....) azért versenysziikitd eldiras az ajanlatkérd részeérdl, mert csak egy ajanlattevé tud
ajanlatot tenni a kozbeszerzési eljarasban. ,,(...) Irredlis elvaras az, ha olyan beszerzési igény
megfogalmazasat és miszaki leirds elkészitését varjak el az ajanlatkérdtdl, amely nem az
ajanlatkérd elvarasait tartalmazza, hanem a piac valamennyi szerepldjének megfelel. (...) (...)
A széleskorli verseny biztositasa nem azt jelenti az ajanlatkérd szdmara, hogy a beszerzési
igényét €s a miszaki leirasat a piac szerepldinek adottsagaihoz, miiszaki megoldasaihoz
igazitsa. Azt kell szem el6tt tartania, hogy a miiszaki leirdsa egyenld hozzaférést biztositson
¢s indokolatlanul ne legyen versenykorlatozo. A beszerzés targyaval kapcsolatban
megfogalmazott elvarasoknak, kovetelményeknek az ellatando szolgaltatas mértékéhez képest
aranyosnak kell lenniiik. (...)”

58. A fentiek alapjan az ajanlatkérd allaspontja szerint levezethetd az, hogy dnmagaban az
a tény, hogy a miszaki leirdsban eldirt kdvetelménynek csak egy gyartd, ajanlattevo,
forgalmaz6 terméke felel meg, dnmagaban nem versenykorlatozo, ha a versenykorlatozas
indokolt. A kezdeményezé jogsértéseket feltételezd allitasai csupan arra az esetre
vonatkoznanak, ha az ajanlatkéré nem tette volna lehetévé, kizarta volna azt, hogy egyedi
gyartasu részegységek, eszkozok elfogadhatoak legyenek.

59.  Jelezte, hogy sehol nem irt eld olyan kovetelményt, hogy csak jelenleg forgalomban
1évé eszkozok, részegységek szallitasat fogadja el. Az ajanlatkérd beszerzési igényének
teljesitése - piackutatasa alapjan - egyes esetekben megkdvetelheti a forgalomban 1évo,
,katalogusban szerepld” eszkozok atalakitasat, ¢s/vagy moduléris bovitését, amelyekre tobb
miszaki kovetelmény tekintetében is utalni fog. A tudomanyteriilet, valamint az azt
kiszolgald ipar sajatossdga, hogy az elérhetd termékek ,kisérleti jellegliek”, sokszor
prototipusoknak tekinthetok, rovid termékciklusokkal, folyamatos fejlesztésekkel. Ebbdl
kovetkezik a piac azon sajatossaga, hogy sok esetben egy adott idépontban elérhetd
terméktipus beérkezett megrendelés alapjan torténd legyartdsa a katalogusban szerepld
paraméterekhez képest adott esetben mar fejlettebb megoldasokkal, jobb potencialis
képességekkel fog megtorténni. Ehhez kapcsoloddan az ajanlatkérd korabban is rogzitette,
hogy a megajanlhat6 termékek, rendszer esetében nem tett olyan korlatozast, mely szerint
azok, a rendszer egyes részegységei csak egyetlen gyartotol szarmazhatnak.

60. Az ajanlatkéré6 a kezdeményezO altal kifogasolt miszaki kovetelmények
vonatkozdsdban tételesen mutatja be az ajanlatkérd ténybeli és jogi allaspontjat, amelyek
igazoljak, hogy kezdeményezé allitasa helytelen, mely szerint egyetlen gyartdo termékei
felelnek meg a miiszaki leirdsnak. Az ajanlatkérd részletesen bemutatja az egyes kifogasolt
kovetelmények vonatkozasdban azon indokait is, amelyek alapjan azok nem indokolatlanul
versenykorlatozoak.

61. Az 1. kezdeményezési elem ,,Pasztazo elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki
paramétere - Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm)”
mindségi értékelési szempontra vonatkozo értékelési eldirdsok €s érvénytelenségi ok jogsértd
meghatarozasaval” kapcsolatos kezdeményezésre Kifejtette, hogy a megcélzott kutatasok
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interdiszciplinaris jellege megkoveteli, hogy a berendezés a rendelkezésre all6 paramétertér
jelentds részén kiemelkedd képalkotdssal rendelkezzen, hogy a korszerii elektronoptika
alacsony €s magas gyorsitofesziiltségek mellett egyarant biztositsa a technikailag elérhetd
legjobb felbontast. Biologia mintdk, vékonyrétegek, konnyilielemes vagy érzékeny feliiletli
anyagtudomanyi mintdk vizsgalata esetén kiilondsen fontos a jo felbontast alacsony energias
képalkotas, mivel alacsony energian lathatova valnak olyan felszini jellegzetességek, melyek
nagy gyorsitofelsziiltséggel nem leképezhetéek. Ezen tul az alacsony energia kevésbé
roncsolja a kutatasban szerepet kapo, jellemzden érzékeny bioldgiai mintakat.

62.  Kifejtette, hogy a kezdeményezd allaspontjabol levezethetd, hogy szerinte a 3 nm
értékii felbontas €s a 2,7 nm felbontas kozott érdemi kiilonbség nincs. Az ajanlatkérd ezzel
nem értett egyet, annak okén sem, hogy a piacon tobb olyan mikroszkdp is elérhetd, melynek
felbontasa 1ényegesen magasabb, igy sokkal jobb mindségii képalkotas is elérhet6. Utalt arra,
hogy nem célja, és nem is kotelessége a legkisebb tudasu eszk6zokhdz igazitani a beszerzési
igényét.

63.  Példaként emlitette a Kisérleti Orvostudoméanyi Kutatdintézet kutatisait, ahol az
idegtudomanyi kutatasokban szerepet kapd block face pasztazé elektronmikroszkopon folyo
képalkotasi munka szinte kizardlag az 1-3 kV kozott, alacsony gyorsitofesziiltségen zajlott.

64.  Rogzitette, hogy a kovetelménynek tobb ismert mikroszkop tipus (ThermoFisher,
Zeiss, Jeol) is eleget tesz, az nem indokolatlanul versenykorlatozd, hanem az indokolt
beszerzési igény kifejezdje, igy eldirdsa nem jogsérto.

65. A 2. kezdeményezési elem Kolcsonhatisi energia tartomany (fokozatmentesen
valtoztathatd a tartomanyon beliil) legalabb 20 eV-30 000 eV vagy bdvebb — melynél a
minimum érték a 20 eV indokoltsaga és ardnyossaga, kapcsan kozolte, hogy a legutdbbi
évtizedben keriiltek el6térbe azok a kutatasi iranyok, melyek kimondottan alacsony
kolcsonhatdsi energias leképezést igényelnek, a 10...50 eV tartomanyban. Ilyenek az
ultravékony rétegek, 2D anyagok pl. grafén, bizonyos polimerek, ezen tul a felszini potencial
leképezését igényld feladatok. Extrém alacsony kolcsonhatasi energia tartomanyban lathatova
valnak olyan feliileti jellemzOk, amelyek nagyobb gyorsitofesziiltséget hasznélva korabban
nem voltak megfigyelhetdk, példaul a vizsgalando struktira vékonysaga miatt.

66.  Hangsulyozta, hogy ennek a kovetelménynek tobb ismert mikroszkop tipus is eleget
tesz, az nem versenykorlatozo, hanem a kutatési igények kifejezdéje. Példaképpen a Jeol 10 eV
kdlcsonhatasi energian késziilt képet tette kozzé:
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/Documents-Downloads/extreme-
low-voltage-imaging

67.  Utalt arra, hogy a kezdeményezd nem adta meg, hogy allaspontja szerinti milyen
tartomanyt, ¢értéket tartana megfelelének, indokoltnak, ezért allaspontja szerint a
kezdeményezés nem megalapozott.

68. A 3. kezdeményezési elem Kisvakuum nyomastartomany 0-500 Pa vagy bdvebb,
melynél a minimum érték 0 Pa teljesithetdsége, indokoltsaga és aranyossaga nem allapithato
meg” kapcsdn hangstlyozta, hogy az ajanlatkéré sehol sem irt el6 az adott miiszaki
tulajdonsag vonatkozasaban 0 Pa minimumértéket.
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69.  Rogzitette, hogy az elbirasa a miiszaki leirasban ,,Kisvakuum nyomastartomany 10 -
500 Pa vagy b6vebb” volt.

70.  Hangstlyozta, hogy a kamra megfeleld0 nyomastartomanya fontos felhasznaloi
szempont, hiszen a vizsgalando gyantdba agyazott anyagok esetleges elektrosztatikus
toltddése nem kivant torzitdst okoz. Hasonld a helyzet a kiillonb6z6, fémesen nem vezetd
kompozit anyagokkal, melyek egyszerre igényelnek alacsony gyorsitofesziiltséget és
viszonylag magas kamranyomast. A megkovetelt 500 Pa nyomds nem szélsOséges érték, a
nyilvanosan elérhet6 miszaki informaciok szerint azt tobb gyartd is teljesiti vagy akar
tulteljesiti. Példaul a Tescan Vega 3 tipussal akar 2000 Pa kamranyomas is elérhetd.

71.  Ezen tulajdonsag megléte az ajanlatkérd altal beszerezni kivan csucstechnologids
kutat6 eszkdz felhasznalhatdsagéhoz sziikséges, ezért indokolt elvarasa, igy nem jogsérto.

72. A 4. kezdeményezési elem ,,Akkumulatoros védelem az iongetter tdpegységben”
eldiras kapcesan az ajanlatkérd eldadta, hogy a miiszaki leirasban eléirt kdvetelmény nem az
akkumulator védelmét biztositja, hanem aramsziinet esetén az iongetter szivattyuk mitkodését
tartja fenn akkumulatorokkal, a vakuumrendszer védelme érdekében. Ennek hidnyaban egy
esetleges dramsziinet az iongetter szivattyuk leallasaval jar. A késziilék ezt kdvetden
hamarosan elveszti az ultranagy vakuumot. Azonnali beavatkozas hianyaban - ez csak a
szerviz beavatkozasaval, a vakuumrendszer kondicionalasaval hozhaté rendbe. Ez extra
koltséget és feleslegesen kiesd napokat jelent. Az iongetter tapegységek akkumulatoros
védelme egy akar 8 6rds aramsziinetet is képes athidalni az ultranagy vadkuum 6sszeomlasa
nélkiil.

73.  Kiemelte, hogy az emlitett ,,védelmi lekapcsolasi funkcid” csak korlatozott védelmet
nyujt, ez daramsziinet esetén is képes ,szabdlyosan” ledllitani a berendezést, de a
vakuumallapotot nem tartja fenn, ezért az eldiras nem jogsérto.

74. Az 5. kezdeményezési elem a ,Mintaasztal dontési tartoménya -5 °- + 90 ° vagy
bévebb” eldirds kapcsan kifejtette, hogy a tervezett vizsgélati eljardsok soran sziikséges a
mintak teljes, minden iranybdl torténd vizsgalhatosaga, keresztmetszeti feliiletek leképezeése,
mely a megjelolt forgatasi intervallum mellett lehetséges. Pl. vékony minta keresztmetszeti
vizsgalatdhoz kifejezetten 90 fokos mintadontés sziikséges. Ez egy csucstechnoldgias kutatd
eszkoz esetében indokolt elvards. A megkdvetelt dontési tartomany a nyilvanosan elérhetd
miszaki informaciok szerint nem sz€lsOséges értek, azt tobb gyarto is teljesiti, példaul a
Tescan Mira 3 XM.

75.  Kozolte tovabba, hogy a kezdeményezd nem hatarozta meg, hogy allaspontja szerinti
milyen tartomanyt tartana egyenértékiinek, olyat viszont sem a Kbt., sem mas jogszabalyok
nem irnak eld, hogy egy meghatarozott mozgastartomany eldirason feliil az ajanlatkérdnek
kiilon kotelessége lenne még pl. eltérésre szazalékos értéket meghataroznia. Az ajanlatkérd
allaspontja szerint a dontés tartomanyra vonatkoz6 el6irasa indokolt.

76. A 6. kezdeményezési elem a ,Mintaasztal analitikai munkatavolsagon legyen
mechanikusan eucentrikus” — kapcsan az ajanlatkéré kifejtette, hogy az eucentrikus
tulajdonsag azt jelenti, hogy a mintaasztal dontése kdzben a mintan megfigyelt teriilet nem
mozdul el, nem csuszik ki a képbdl. Ez elérhetd mind a mintaasztal mechanikus felépitése
révén, mind szamitdogépes korrekcidval (,,computer vezérelt eucentrikus asztal”). A két
megoldas nem egyenértékii. Mechanikusan eucentrikus mintaasztal esetén a mintapozicid



26

beallithat6 tigy, hogy dontési tengely pont a vizsgalt teriileten haladjon at, ez biztositja, hogy a
vizsgalt terlilet mindig a képen maradjon. Computer vezérelt eucentrikus asztal esetén a
szamitogép a dontés fliggvényében korrigdl az X és Y tengelyek mozgatasaval, ennek
pontossaga korlatozott, a mozgatas szaggatott.

77. Ismertette, hogy ezt a kovetelményt egyébirant sok gyartd tobb ismert tipusa teljesiti,
igy egyaltalan nem indokolatlanul versenykorlatozoé az eldiras.
https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610FPlus.php

78. A 7. kezdeményezési elemmel az ,,In-lens rendszerii szegmentalt visszaszort elektron
detektor” el6iras kapcsan az ajanlatkéré eléadta, hogy az in-lens rendszerli detektorok nem
valthatok ki nem in-lens, azaz kamraba szerelt detektorral. A megnevezett szcintillacios
detektor szakmailag nem egyenértékii, amennyiben az hagyomanyos modon a kamréaba
szerelt.

79.  Ramutatott arra, hogy a korszer(i pasztaz6 elektronmikroszkopidban kiemelt szerepet
jatszanak az alacsony kdlcsonhatési energidji (landing voltage) leképezési eljarasok. Extrém
alacsony (20 V... 200 V) és alacsony (200 V ... 2 kV) tartomanyban lathatova valnak olyan
feliileti jellemzdk, amelyek nagyobb gyorsitofesziiltséget haszndlva kordbban nem voltak
megfigyelhetdk, példaul a vizsgalando struktira vékonysaga miatt.

80.  Ezt az alacsony kolcsOnhatasi energiat azonban hagyoményos elektronoszloppal nem
lehet elérni, innovativ megolddsokra van sziikség, mint a nyaldbfékezés technologia és az
elektronoszlopba integralt, gyorsitd illetve fékezd elektromos mezdket 1étrehozé elektrodak.
Ezek azonban bekapcsolt allapotban modositjdk a mintaasztal és az objektiv polusa
kornyezetében az elektromos mezdt, igy a hagyomanyos, kamraba épitett detektorok
haté¢konysdga nagysdgrenddel csokken. Erre a problémara a megoldast az oszlopban
elhelyezett, ugynevezett in-lens rendszerli detektorok jelentették, melyek ebben az
elektronoptikai konfigurdcioban nagy hatékonysdggal gylijtik a visszaszort €s kiilondsen a
szekunder elektronokat.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6679021/#:~:text=The%20in%2Dlens%20detector
%20is,high%20collection%20efficiency%20%5B2%5D.
https://www.researchgate.net/publication/51240846_A_Comparison_of_Conventional_Everh
art-Thornley_Style_and_In-Lens_Secondary Electron_Detectors-
A_Further_Variable_in_Scanning_Electron_Microscopy

81. A 8. kezdeményezési elem a ,Szoftverbdl vezérelhetéen betolhato-kihtizhato
szilardtest detektor visszaszort elektronokhoz, koncentrikus gytirli alaku szegmensekkel”
eléirassal kapcsolatban elGadta, hogy a vizsgalt minta anyagszerkezeti jellemzOinek
feltarasahoz sziikség van a visszaszort elektron jelek differencidlasara kilépési szog vagy
ahol a fizikailag filiggetlen, gylirii alaki szegmensek biztositjak a kilépési szog szerinti
differencialast. Ezt a megoldast az ajanlatkérd nem latja mas moddon (akar egyenértékii
moddon) biztositottnak, igy az eldirdsa nem jogsértd.

82. A9 kezdeményezési elem az ,,Infravords megvildgitasu, éléképet ado CCD kamera a
kamraban, mely a szekunder elektron képalkotassal egyiddben is hasznalhatd visszaszort
elektron detektor hasznalatakor az infravoros megvilagitds automatikusan lekapcsol” eldirds
kapcsan kozolte, hogy a minta kamra megfigyelését biztositd kamera szintén modularis


https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610FPlus.php
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6679021/#:~:text=The%20in%2Dlens%20detector%20is,high%20collection%20efficiency%20%5B2%5D
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6679021/#:~:text=The%20in%2Dlens%20detector%20is,high%20collection%20efficiency%20%5B2%5D
https://www.researchgate.net/publication/51240846_A_Comparison_of_Conventional_Everhart-Thornley_Style_and_In-Lens_Secondary_Electron_Detectors-A_Further_Variable_in_Scanning_Electron_Microscopy
https://www.researchgate.net/publication/51240846_A_Comparison_of_Conventional_Everhart-Thornley_Style_and_In-Lens_Secondary_Electron_Detectors-A_Further_Variable_in_Scanning_Electron_Microscopy
https://www.researchgate.net/publication/51240846_A_Comparison_of_Conventional_Everhart-Thornley_Style_and_In-Lens_Secondary_Electron_Detectors-A_Further_Variable_in_Scanning_Electron_Microscopy
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egysége a mikroszkdépnak. A CCD kamerak a mikroszkopok részegységét képezik, de a
mikroszkép gyartok jellemzden nem fejlesztenek sajat kamera egységet, hanem harmadik fél
késztermékeét épitik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezaltal a mikroszkdp gyartok jelen elvarast
egy megfeleld tulajdonsdgi modularis rész megajanlasaval teljesiteni tudjak. Azt barmelyik
gyartd képes sajat rendszerébe integralni €s az automatikus lekapcsolast a szilikséges
elektronikaval megoldani. Lasd példaul https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-
chamberscope/

83.  Ismertette tovabba, hogy az infravordos megvilagitasu, €loképet ad6 CCD kamera a
kamraban fontos biztonsagi tartozék, mellyel elkeriilhetévé valik a minta, objektiv polus,
betolhat6 detektorok nem kivanatos iitkozése. Ez gyartotdl fiiggetleniil szinte az Gsszes
pasztazo elektronmikroszkop tipus sztenderd tartozéka vagy rendelhetd tartozéka, akar a
gyartotol, akar harmadik féltol.

84.  Utalt arra, hogy a kamerahoz tartozé infravords megvilagitds azonban teliti a
visszaszort elektron detektorokat, azokkal egyszerre nem hasznalhaté. Nem indokolatlan
elvaras, hogy a visszaszort elektron detektor hasznalatakor a kamera infravords megvilagitasa
kapcsoljon le. Ezt a megfeleld hardver és szoftver interfésszel barmely gyartonak lehetdsége
van megvaldsitani, igy ez nem jogsértd eldiras.

85. A 10. kezdeményezési elem a ,,A mikrotom kezeld funkcioi legyenek a mikroszkop
szoftveres felhasznaloi felilletébe integraltak™ kovetelmény kapcsan eléadta, hogy a Serial
Block Face Imaging nagy szakértelmet €s odafigyelést igénylé munka az operator részérdl. A
minta rogzitését kovetden a kezeld megkeresi a leképezni kivant teriiletet vagy teriileteket,
felprogramozza a szeleteléshez sziikséges paramétereket és elvégzi a bekdzelitést (approach),
valamint a szeletelés ¢és leképezés inditdsdhoz a felhaszndloi feliilleten folyamatosan és
egyidejlleg feliigyelni kell az elektronmikroszkép paraméteket, az elektronmikroszkdpos
képet és a mikrotom bedllitasait és pillanatnyi allapotat. Egy esetleges hiba koltséges
kovetkezményekkel jar, az elokészitett minta €s a gyémantkés is konnyen karosodhat. Ezért
fontos, hogy a teljes folyamat egy erre a célra optimalizalt, egységes felhasznaloi feliiletrdl
legyen iranyithato.

86.  Osszegezve elBadta, hogy valamennyi kezdeményezési elem tekintetében Kkéri
jogsértés hianyanak a megéllapitasat, mivel az eldirdsai nem sértik a kezdeményezd altal
ismertetett rendelkezéseket, azaz nem versenykorlatozoak.

Az érdekelt észrevétele

87. Az érdekelt észrevételében kozolte, hogy az SBFI (Serial Block Face Imaging)
pasztazd elektronmikroszkopia kis mintakrol, nagy felbontdsut haromdimenzids képek
eldallitasara szolgalo, Magyarorszagon is jol ismert modszer, tobb ilyen eszkozt telepitettek
az elmult évek soran pl. Debrecenben (DE Anatomiai Intézet) és Budapesten (KOKI). A
technikat agyszovet vizsgalatara fejlesztették ki, de széles korben alkalmazhatdé barmilyen
biologiai mintdra. Az SBFI péasztazo elektronmikroszkop egy ultramikrotom - metszd
berendezésbdl all, amelyet a pasztazo elektronmikroszkép vakuumkamrajaba telepitenek. A
mintdkat a hagyomanyos transzmisszids elektronmikroszkopidhoz (TEM) hasonld
modszerekkel készitik eld: a mintat aldehiddel rogzitik, nehézfémekkel, példaul ozmiummal
¢és urdnnal festik, majd epoxigyantdba agyazzak, ellentétben a krio-mikroszkdpiaval, ahol a
mintadkat nativ allapotban, gyorsfagyasztassal készitik elé. Kifejtette, hogy a gyantaba


https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/
https://deben.co.uk/e-beam-instrumentation/sem-chamberscope/
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agyazott minta blokkjanak feliiletét visszaszort elektronok detektalasaval képezik le, majd az
ultramikrotdommal vékony (20-30 nm) metszetet vagnak le a blokk feliiletér6l. A metszet
levagasa utan a mintablokkot visszaemeli a fokuszsikra, és Ujra leképezi a rendszer. Ez a
mintaképalkotas, metszetvagas és blokk emelés sorozat tobb ezer képet készithet tokéletes
igazitasban, automatizalt modon.

88. Az érdekelt hangsulyozta, hogy mind miiszaki, mind gazdasagi értelemben a
maximumot kivanja ny@jtani minden tudomanyos projekthez. Célja, hogy a felhasznalok
sz¢éleskor tajékoztatast kapjanak valasztasuk megtételéhez, tobb informacidhoz juthassanak a
miiszaki megoldasokrél és moddszerekrdl, kiillonosen egy kozel 3 millidrd forintos
koltségvetéssel rendelkezd projekt esetén.

89.  Kifejtette, hogy a kozbeszerzési eljaras soran igyekezett parbeszédet nyitni tobb
kotelezd, az elektronmikroszkopokkal kapcsolatos, ajanlatkérd specifikus miiszaki igényérdl.

90. Kiemelte annak tényét, hogy az ajanlatkérd altal a észrevételeben szerepld, illetve
vonatkoz6 miiszaki tartalom csak néhany esetben vonatkozik az érdekelt péasztazod
elektronmikroszkdpokra.

91. Az ajanlatkéré észrevételeire elGadta, hogy elektronmikroszkoépokra vonatkozo,
kotelezen teljesitendd miiszaki tartalma egyetlen gyartd elektronmikroszkopjait részesiti
elényben, melyet mind a jelen kozbeszerzésben kiildott, mind a 2022-ben inditott
kozbeszerzésben vitarendezésében is kifogésolt, illetve amit az 1. részben megtett
megjegyzéseiben is jelezte.

92.  Kifejtette, hogy az ajanlatkéré altal elfogadhatonak leirt, egyedi fejlesztéssel
megvaldsitott, a piacon jelenleg nem 1étezd megoldas megajanlasa tobb akadalyba is {itkozik.
Ismertette, hogy jol atgondolt, sajat fejlesztési koncepcié alapjan kialakitott miiszaki
megoldasaban az egyes elemek Osszefiiggenek egymadssal. Mas gyartd termékét masolo
megoldas miiszakilag €szszertitlen, gazdasagi értelemben is aranytalanul nagy terhet rona az
érdekeltre. Utalt arra, hogy felelés iizletpolitikaja az olyan szallitasokat tamogatja, melyek
100%-osan kidolgozott, befejezett koncepcidkra/eszkozokre vonatkoznak.

93.  Egyetértett az ajanlatkéré azon véleményével, mely a nagy vakuumban a nagy
felbontasu, alacsony gyorsitofesziiltséggel végzett képalkotas kivételes lehetdségeit sorolja fel
érzékeny (pl. bioldgiai) mintdk esetén. Amennyiben az elektronmikroszkop alkalmas erre a
vizsgalati modra, a SBFI mintdk legnagyobb része rendkiviil j6 eredménnyel vizsgalhato.
Egyuttal az ajanlatkérd felsorolta azokat a tovabbi gyartokat (pl. JEOL, Zeiss), amelyek
ajanlatot tehettek volna, ha a miiszaki specifikdcié nem csak egy cégre vonatkozik.

94. A 3. kezdeményezési elemmel a ,Kisvakuum nyomastartomany 0-500 Pa vagy
bévebb” Osszefliggésben tett ajanlatkéréi észrevételre az érdekelt eldadta, hogy a
képmindséget jelentdsen befolyasold t6ltédés jelensége a besugarozd elektronok a minta
feliiletén torténd felhalmozodasabol ered. A toltddés kikiiszobdlése téremisszios (F SEM),
vagy a valtoztathatd nyomason {iizemelé pasztazdo -elektronmikroszkop (LV SEM)
hasznalataval oldhato meg.

95.  Hangsulyozta, hogy az alacsony vakuumban a 100 Pa feletti nyomas azonban
kontraproduktiv a Serial Block Face (SBF) képalkotasnal. A legjobb eredmény alacsonyabb
nyomasndl érhetd el, mivel 100 Pa felett az elektronnyaldb szorodik a mintatérben talalhato
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gazmolekulakon, fékuszdldsa nem olyan j6, mint nagyvakuum modban. A primer
elektronsugar ¢és a kamrdban 1évé molekuldk rugalmatlan {itk6zése jelentOs
felbontasvesztéssel jar.

96. Ismertette tovabba, hogy az F SEM-ben nagyvakuumban kis gyorsitofesziiltség
alkalmazésa esetén a felbontési értékek jobbak, ezzel részletgazdagabb eredmény érhetd el.
Korabban ez a technika tobb gyartonal nem volt kielégitd, tobbnyire ezért alkalmaztak
alacsony vakuumot. Alacsony vakuum mdd hasznalata esetén 30-60 Pa nyomasérték elegendd
a tolt6dés kikiiszobolésére, azonban kompromisszumot kell kotni a felbontas rovasara.

(forras: Protokollok kidolgozasa a csontszdvet elsd block face pasztazé elektronmikroszkopos
(SBF SEM) vizsgalatdhoz
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328219304004 2.2.3. Optimisation of
SBF SEM imaging conditions)

97. Az 5. kezdeményezési elem kapcsan utalt a bemutatott SBFI modszerre, ahol a
gyantaba agyazott mintablokkbol a FEG SEM mintakamraba telepitett ultramikrotémmal
sorozat metszeteket metsz, illetve a metszés kozben felvett képeket 3D szoftverrel
rekonstrualja. Kiemelte, hogy mind az ultramikrotém, mind a minta rogzitett helyzetben van a
metszEs soran, nincs megdontve.

98. A 6. kezdeményezési elemmel Osszefiiggésben tett észrevételre kozolte, hogy a
mechanikusan eucentikus mintaasztalt ugy alakitotta ki, hogy nem vesziti el a
fokuszbeallitasokat, még akkor sem, ha a mintat megdontik, vagy a targyasztal magassagat
valtoztatjak a mozgatasi tartomanyon beliil. A mechanikusan eucentrikus nem azonos az
analitikai pozicion eucentrikus mintaasztallal, melynél a mintaasztal analitikai pozicidoban (ez
legtobbszor 10mm) dontés esetén megtartja a fokuszbeallitdsokat. A link helyesen mutatja,
hogy a mechanikusan eucentikus funkciot csak az érdekelt elektronmikroszkopjai tudjak
biztositani.

99.  Fentieket 0sszefoglalva, az érdekelt eléadta, hogy mind technolédgiai, mind szakmai,
mind gazdasagi hattere szempontjabol alkalmas és megfeleld eszkozokkel rendelkezik
kriomikroszkdpids, analitikai transzmisszios ¢és SBFI pdasztazd elektronmikroszkdpos
eszkozok szallitasara.

A Dontébizottsag dontése és annak indokai

100. A jogorvoslat alapjaul szolgald kozbeszerzési eljaras 2024. marcius 7-én indult, ezért a
Dontébizottsag az ezen iddpontban hatalyos rendelkezések alapjan birdlta el a
kezdeményezést érdemben, mig a jogorvoslati eljarasra eljarasjogi szempontbol a
kezdeményezés benyujtasa napjan 2024. oktdber 15. napjan hatilyos Kbt. rendelkezései az
iranyadoak.

101. A Dontdbizottsag az érdemi vizsgalatot az alabbi rendelkezések alapjan folytatta le.
A Kbt. 2. § (2) bekezdése értelmében az ajanlatkérdnek esélyegyenldséget és egyenld
banasmodot kell biztositania a gazdasagi szereplok szamara €és aranyos modon kell eljarnia a

kdzbeszerzési eljaras soran.

A Kbt. 58. § (1)-(4) bekezdései az alabbiakat ismerteti:


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S8756328219304004
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(1) Az ajanlatkér6 koteles megadni a kozbeszerzés targyat és mennyiségét - adott esetben
opciondlis rész megadasaval - az eljarast megindito felhivasban, valamint eldzetes
tajékoztatoval meghirdetett eljaras esetén az eldzetes tajékoztatoban is.

(2) Az ajanlatkéré koteles megadni az eljarast meginditdo felhivasban vagy a tovabbi
kozbeszerzési dokumentumokban a kozbeszerzés targyara vonatkozd muszaki leirast. A
miiszaki leiras azoknak az eldirasoknak az Osszessége, amelyek meghatirozzdk azokat a
kozbeszerzés targya tekintetében megkovetelt jellemzoket, amelyek alapjan a kdzbeszerzés
targya olyan mddon irhato le, hogy az megfeleljen az ajanlatkérd altal igényelt rendeltetésnek.
E jellemzok utalhatnak a kért épitési beruhazas, aru vagy szolgaltatds eldallitasanak és
nyUjtasanak folyamatdra vagy modszerére, vagy életciklusa barmely mas szakaszanak
valamely konkrét folyamatara, akkor is, ha ezek a tényezOk végeredményben nem
befolyasoljak az adott épitési beruhdzas, aru vagy szolgéltatds tulajdonsagait, feltéve, hogy
kapcsolddnak a szerzddés targyahoz [76. § (7) bekezdés], valamint annak értékéhez és
céljaihoz képest aranyosak.

(3) A miiszaki leirasnak valamennyi gazdasagi szereplé szamara egyenlé hozzaférést kell
lehetévé tennie, és nem lehet olyan hatdsa, amely indokolatlanul akadalyoznd a verseny
biztositasat a kdzbeszerzés soran.

(4) A miuszaki leirds meghatarozasara és tartalmara vonatkozo részletes szabalyokat kiilon
jogszabdly hatarozza meg.”

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapjan az ajanlatkérd koteles megvizsgalni, hogy a beszerzés
targyanak jellege és a szerzOdéshez kapcsolodd tovabbi koriilmények lehetévé teszik-e a
kozbeszerzés egy részére torténd ajanlattételt. Ha az ajanlatkérd nem biztositja a részekre
torténd ajanlattételt, az eljarast meginditéd felhivasban koteles megadni ennek indokat.

A kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsdnak, valamint a
kozbeszerzési miiszaki leirds meghatarozasdnak modjarol szo6ldé 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 46. § (2)-(5) bekezdései szerint:

»(2) A kozbeszerzési miiszaki leirast - az Eurdpai Unid jogaval dsszeegyeztethetd kotelezd
miiszaki szabalyok sérelme nélkiil - az ajanlatkéré valasztdsa szerint a kovetkezd modok
valamelyikén kell meghatarozni:

a) teljesitmény-, illetve funkciondlis kovetelmények megadasaval, ideértve a
kornyezetvédelmi jellemzoket is,
b) épitési beruhazasi munkak tervezése, szamitdsa €s kivitelezése, valamint a termék

alkalmazasa tekintetében az eurdpai szabvanyokat, eurépai miiszaki engedélyt, k6zos miiszaki
eldirasokat, nemzetkdzi szabvanyokat, az eurdpai szabvanyiigyi szervezetek altal 1étrehozott
egyéb miiszaki ajanlasokat atiiltetd nemzeti szabvanyokra, vagy ezek hianyaban nemzeti
szabvanyokra, nemzeti miiszaki engedélyre, illetve nemzeti miiszaki eldirasokra torténd
hivatkozassal; vagy

C) az a) pont szerinti kdvetelmények alapjan, az e kovetelményeknek valé megfelelés
vélelmét biztositd, a b) pontban meghatarozottakra torténd hivatkozéssal; vagy
d) egyes jellemzok tekintetében a b) pontban meghatarozottakra, mas jellemzok

tekintetében pedig az a) pontban meghatarozott kovetelményekre torténd hivatkozassal.

(3) A szerzddés targya altal indokolt vagy jogszabalyban meghatarozott esetek kivételével a
miszaki leirds nem hivatkozhat meghatarozott gyartmanyu vagy eredeti dologra, illetve
konkrét eljarasra, amely egy adott gazdasagi szerepld termékeit vagy az altala nyujtott
szolgaltatasokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, tipusra
vagy adott szarmazéasra vagy gyartasi folyamatra, ha az egyes gazdasagi szereplok vagy
termékek elényben részesitéséhez vagy kiszoritdsdhoz vezetne. Az ilyen hivatkozéds csak
kivételes esetekben engedhetd meg, ha nem lehetséges a szerzddés targyanak (2) bekezdés
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szerinti, kellden pontos ¢€s érthetd leirasa. Az ilyen megnevezés mellett a ,,vagy azzal
egyenértéki” kifejezést kell szerepeltetni.

(4) A (2) bekezdés a) pontjara valdo hivatkozas esetén a kovetelményeket ugy kell
meghatarozni, hogy ezek kelléen pontosak legyenek ahhoz, hogy lehetdvé tegyék az
ajanlattevok szamara a szerzddés targyanak megallapitasat, az ajanlatkérdk szamara pedig a
szerzOdés odaitélését. Az emlitett pontra vald hivatkozas esetén nem nyilvanithatd
érvénytelennek az ajanlat, amely megfelel valamely eurdpai szabvanyt, eurdpai miszaki
engedélyt, kozos miszaki eldirdsokat, nemzetkdzi szabvanyokat vagy valamely eurdpai
szabvanyligyi szervezet altal létrehozott egyéb miiszaki ajanlasokat atiiltetd nemzeti
szabvanynak, ha ezek a leirdsok az ajanlatkérd altal megallapitott teljesitményre, illetve
funkciondlis kovetelményekre vonatkoznak. Az ajanlattevl ajanlataban megfeleld6 modon,
barmely megfeleld eszkozzel koteles bizonyitani, hogy a szabvanynak megfeleld termék,
szolgaltatas vagy €pitési beruhazas megfelel az ajanlatkérd altal meghatarozott teljesitmény-,
illetve funkcionalis kdvetelményeknek.

(5) A (2) bekezdés b) pontja esetén az ajanlatkérd koteles a szabvany, miiszaki engedély,
miszaki el6irdsok, miiszaki ajanlds megnevezése mellett a ,,vagy azzal egyenértékii”
kifejezést szerepeltetni. Nem nyilvanithaté érvénytelennek az ajanlat kizérdlag azon az
alapon, hogy az ajanlatban szerepld épitési beruhazasok, termékek vagy szolgaltatasok nem
felelnek meg a miszaki leirdsnak, ha az ajanlattevd ajadnlataban megfelel6 modon, barmely
megfeleld eszkdzzel bizonyitja, hogy az altala javasolt megoldasok egyenértékii mdodon
megfelelnek a kozbeszerzési miiszaki leirasban meghatarozott kovetelményeknek.”

A Kbt. 76. § (1) bekezdése szerint az ajanlatkérd koteles az eljarast meginditoé felhivasban
meghatarozni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapjan a szamara — az adott
esetben szocialis, tarsadalmi és kornyezetvédelmi szempontbol is — gazdasagilag
legelony0sebb ajanlatot kivalasztja (a tovabbiakban: értékelési szempontok).

A Kbt. 76. § (6) bekezdés ismerteti, hogy az értékelési szempontoknak az alabbi

kovetelményeknek kell megfelelniiik:

a)  aszerz6dés targyahoz kell kapcsolodniuk;

b)  nem biztosithatnak onkényes dontési lehetGséget az ajanlatkéronek, hanem mennyiségi
vagy szakmai szempontok alapjan értékelhetd tényezokon kell alapulniuk;

C)  biztositaniuk kell a 2. § (1)—(5) bekezdésében foglalt alapelvek betartasat;

d) az értékelési szempontok korében nem értékelheté az ajanlattevé szerzodés
teljesitéséhez szilikséges alkalmassaga. A (3) bekezdés b) pontjdban foglaltak értékelése
esetén, ha az eljarasban e koriilményekhez alkalmassagi feltétel is kapcsolodik,
egyértelmiien el kell kiiloniteni, hogy mely feltételek képezik a teljesitéshez
minimalisan sziikséges elvarast (alkalmassagi kovetelmény), és melyek jelentik ezen
feliil az értékeléskor figyelembe vett tényezoket;

e) nem eredményezhetik ugyanazon ajanlati tartalmi elem tobbszori értékelését.

A Kb. 77. § (1) bekezdés alapjan az ajanlatkérd az ellenszolgaltatast vagy koltséget tartalmazo
értékelési szemponton kiviili értékelési szempontokkal 0Osszefliggd ajanlati elemmel
kapcsolatban az eljarast meginditd felhivasban jogosult meghatarozni az adott ajanlati elem
azon legkedvezdbb szintjét, amelyre és az anndl még kedvezObb vallalasokra egyarant az
értekelési ponthatar felsd hataraval azonos szamu pontot ad. Az ajanlatkérd barmely szempont
tekintetében, valamint — az 4taldnydijas szerzodések kivételével — az 6nalldoan nem értékelt, de
az ajanlattevd ajanlataban foglalt, az ajanlatkéré altal a szerzddés alapjan fizetendd
ellenszolgaltatast r6gzitd egységar vagy koltség tekintetében, jogosult meghatirozni olyan
elvarast, amelynél kedvez6tlenebb az adott ajanlati elem nem lehet.



32

102. A Dontdbizottsag az 1. kezdeményezési elem vizsgalata soran megallapitotta, hogy a
kezdeményezd annak megallapitasat kérte, hogy az ajanlatkérd megsértette a Kbt. 76. § (6)
bekezdés c¢) pontjat, a Kbt. 77. § (1) bekezdését, a Kbt. 2. § (2) bekezdését és a Kbt. 58. (2)-
(3) bekezdését a ,,Pasztazd elektronmikroszkép SBFI technikdhoz miiszaki paramétere -
Felbontas szekunder elektronokkal kisvakuumban 3 kV-on — (2,7-1,8 nm)” és ,,Pasztazo
elektronmikroszkop SBFI technikdhoz miiszaki paramétere - Felbontas szekunder
elektronokkal kisvakuumban 15 kV-on — (1,8-1,2 nm)” mindségi értékelési szempontra
vonatkozé értékelési eloirasok és érvénytelenségi ok jogsértd meghatarozasaval. A
kezdeményezd szerint megallapithatd, hogy egyik gyart6 a Tescan Group a.s. pasztazéd
elektronmikroszkopjanak értéke 2,7 nm feletti (3 nm), igy az egyébként szakmai szempontbol
megfeleléen miikodd pasztazd elektronmikroszkopjaval a kdzbeszerzési versenyben nem
vehet részt. Ramutatott arra is, hogy a Tescan Group a.s. pasztazo elektronmikroszkdpja
szamos miuszaki jellemz6jét méri, de a ,,Felbontds szekunder elektronokkal kisvakuumban
15 kV-on” tekintetében gyartoi adat nem all rendelkezésre, mivel a gyartd nagyvakuumban 30
kV-on méri az értékét, és akkor a felbontas 1.8 nm.

103. A Kbt. 76. § (6) bekezdés c) pontja azt az eldirast tartalmazza, hogy az ajanlatkéronek
olyan értékelési szempontot kell megjeldlnie, mely biztositja az alapelvek betartasat.

104. Fontos annak kiemelése, mely tobb birdsagi dontésben is rogzitésre kertilt, hogy ,,...
nem mindsithetd az eldiras pusztan azért versenykorlatozonak és ez altal jogsértonek, mert azt
a beavatkozd nem tudja teljesiteni. (...) Az ajanlatkéronek van beszerzési igénye, 6 tudja,
hogy milyen tulajdonsagokkal rendelkezé eszkdzokre van sziiksége. Az elvardsait a sajat
igénye szerint kell megfogalmaznia, a versenyben induldknak pedig ezeknek megfeleld
ajanlatot kell tenniiik. Minden alapot nélkiiloz ezért az az itéleti megallapitas, miszerint az
alperesnek vizsgalnia kellett volna a piac Osszetételét, és elemeznie kellett volna, hogy az
adott Iélegeztetdgép-tipust mennyi €s mely piaci szerepld tudnd szolgéltatni. A verseny
korlatozasanak jogszertisége nem azon mulik, hogy van-e olyan gazdasagi tarsasadg, amely a
felhivasban rogzitett paramétereknek megfeleld eszkozt képes ajanlani, hanem azon, hogy
indokolt-e az adott feltétel elbirasa, az illeszkedik-e a beszerzés targyahoz, az elvart
kovetelmény, funkcio feltétlentil sziikséges-e.” (Kfv.111.37.206/2021/6.)

105. A Dontdbizottsag megvizsgalta az ajanlatkérd és az érdekelt altal eléadott szakmai
indokokat, hiszen ezen szakmai indokok alapjan kell a Dontdbizottsagnak azt eldontenie,
hogy indokolt-e az eldiras meghatarozasa, mivel a kezdeményez$ szakmai érveket nem
ismertetett. Az ajanlatkéré ismertette, hogy célja a vilagviszonylatban vezetd kutatasi
potenciallal rendelkezd ,,Core Facility”-khez, tudoményos kutatélaboratoriumokhoz vald
csatlakozds. Az egyetemi szinvonali kutatdshoz, és a nemzetkozi élenjard kutatdsi
programokban valo részvételhez az ezen miiszaki leirdsaiban meghatarozott berendezések, €s
az azokbol dsszeallitott egységes rendszer beszerzése sziikséges.

106. Kiemelte, hogy nem irt el6 olyan kdvetelményt, hogy csak jelenleg forgalomban 1€vo
eszk6zok, részegységek szallitasat fogadja el. Az ajanlatkérd beszerzési igényenek teljesitése
- piackutatdsa alapjan - egyes esetekben megkdvetelheti a forgalomban 1évd, ,,kataldgusban
szerepld” eszkozok atalakitdsat, és/vagy moduléris bovitését, amelyekre tobb miszaki
kovetelmény tekintetében is utalt.

107. Hangsulyozta, hogy a tudomdanyteriilet, valamint az azt kiszolgalo ipar sajatossaga,
hogy az elérhetd termékek ,kisérleti jellegliek”, sokszor prototipusoknak tekinthetok, rovid
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termékciklusokkal, folyamatos fejlesztésekkel. Ebbdl kovetkezik a piac azon sajatossaga,
hogy sok esetben egy adott idépontban elérhetd terméktipus beérkezett megrendelés alapjan
torténd legyartasa a katalogusban szereplé paraméterekhez képest adott esetben mar fejlettebb
megoldéasokkal, jobb potencidlis képességekkel fog megtorténni. A megajanlhato termékek,
rendszer esetében nem tett olyan korlatozast, mely szerint azok, a rendszer egyes részegységei
csak egyetlen gyartotol szarmazhatnak.

108. Kifejtette tovabba, hogy a beszerzési igény tervezése soran figyelembe vette, hogy a
tervezett kutatasi projektek ki fognak terjedni a sejtkutatastdl kezdve a mikromiianyagok és
nanoanyagok élettani hatasaira is, mely kiilonosen specialis miiszerezettséget igényel. Az
artalmas anyagok bejutdsat és eloszlasat a biologiai szervezetben a sejtszintii méretskalatol
kezdve lehet majd vizsgalni. Innen a sejtalkotok szintjén at lehetséges az eljutds az egyes
fehérjék térbeli szerkezetére gyakorolt hatasokig. A teljes folyamat leképezése és megértése
funkcionalis kapcsolatot igényel a leendd laboratorium eszkozei kozott.

109. A vitatott paraméterek alapjan kézolte, hogy a megcélzott kutatasok interdiszciplinaris
jellege megkoveteli, hogy a berendezés a rendelkezésre allo6 paramétertér jelentds részén
kiemelkedd képalkotassal rendelkezzen, hogy a korszerti elektronoptika alacsony és magas
gyorsitofesziiltségek mellett egyarant biztositsa a technikailag elérhetd legjobb felbontést.
Biologia mintdk, vékonyrétegek, konnylelemes vagy érzékeny felilleti anyagtudomanyi
mintak vizsgalata esetén kiilondsen fontos a jo felbontasu alacsony energias képalkotas, mivel
alacsony energian lathatova valnak olyan felszini jellegzetességek, melyek nagy
gyorsitofelsziiltséggel nem leképezhetdek. Ezen til az alacsony energia kevésbé roncsolja a
kutatasban szerepet kapd, jellemzden érzékeny bioldgiai mintakat.

110. Vitatta azon allaspontot, hogy a 3 nm értékii felbontas és a 2,7 nm felbontas kozott
érdemi kiilonbség nincs. Az ajanlatkérd ezzel nem értett egyet, annak okan sem, hogy a
piacon tobb olyan mikroszkop is elérhetd, melynek felbontdsa az eldirtnal Iényegesen
magasabb, igy sokkal jobb mindségli képalkotas is elérhetd. Utalt arra, hogy nem célja, és
nem is kotelessége a legkisebb tudasu eszk6z6khoz igazitani a beszerzési igényét.

111. Pé¢ldaként emlitette a Kisérleti Orvostudomanyi Kutatdintézet kutatdsait, ahol az
idegtudomanyi kutatdsokban szerepet kapo block face pasztazéd elektronmikroszkopon folyd
képalkotasi munka szinte kizardlag az 1-3 kV kozott, alacsony gyorsitofesziiltségen zajlott.

112. A Dontdbizottsag elfogadva az ajanlatkérdé allaspontjat rogziti, hogy a nyilvanosan
elérhetd  adatbazisokbol  megallapithatd, = hogy a  csucskategérids  pasztdzod
elektronmikroszkopok (SEM) 3 kV-on kisvakuumban 1 nm koriili értékiiek, melyek a
szakirodalom szerint leginkabb kutatasi célbol alkalmazandoak, hiszen az SBFI technikahoz,
mely a mintafeliilet szekvencialis letapogatasaval és metszésével dolgozik, kiillondsen fontos a
nagy felbontds, hogy a mintak finom szerkezeti részletei jol megjelenjenek. Az érzékeny
biologiai ¢és vékonyréteg-mintdk esetében az alacsony energids (1-5 kV) lizemmodra
optimalizalt elektronoptikai rendszer elengedhetetlen, ami a csucskategorias SEM-eknél (pl.
Thermo Fisher Helios, Zeiss GeminiSEM) az alacsony energian elérhetdé felbontas akar 1-3
nm lehet megfeleld koriilmények kozott, ahol a gyorsitofesziiltség-tartomany (pl. 0,1-30 kV)
lefedése sziikséges, hogy mind az alacsony energias finom feliileti képalkotast, mind a nagy
energias mélyebb penetraciot (pl. EDS/EBSD alkalmazasokhoz) timogassa.

113. Vitatva a kezdeményezd 4altal eldadottakat az is megallapithatd, hogy a vezetd
pasztazd elektronmikroszkop-gyartok rendszerint végeznek részletes méréseket kiilonbozd



34

gyorsitofesziiltségeken (pl. 15 kV, 3 kV stb.) a mikroszkopjaik teljesitményének
meghatarozasara. A gyartok jellemzden kiilonbozd gyorsitofesziiltségeken, példaul 15 kV-on
¢s 3 kV-on is megadjak a mikroszkopok elérhetd felbontdsat, hiszen ezek a leggyakoribb
fesziiltségek, amelyeket a kutatok hasznalnak. Az alacsony fesziiltségen (pl. 3 kV) mért
felbontas kulcsfontossagu az érzékeny mintak (pl. bioldgiai mintak, vékonyrétegek) vizsgalata
soran. A nem vezetéanyag mintak esetében 3 kV koriili gyorsitofesziiltségen végzett mérések
mutatjadk meg a minta téltédési hajlamat €s a kisvakuumos tizemmod hatékonysagat.

A gyartok igy példaul a Zeiss, Thermo Fisher, Hitachi, TESCAN, JEOL stb. rendszeresen
publikalnak méréseket €s miiszaki dokumentaciokat, amelyek részletezik a berendezéseik
képességeit kiilonbozé gyorsitofesziiltségeken. Vitathatd a kezdeményezd hivatkozésa a
TESCAN termékeinek hianyara, hiszen a MIRA és VEGA sorozat specifikicidiban a
felbontas 3 kV-on és 15 kV-on is szerepel.

114. Osszegezve a fentieket a Dontébizottsdg megallapitotta, hogy az ajanlatkérd a fenti
gyorsitofesziiltségen elvart alacsony felbontasi értékek indokoltak és sziikségesek az
ajanlatkéré altal ismertetett kutatas elvégzéséhez, igy a kezdeményezés ezen eleme nem
indokolt.

115. A Dontdbizottsag ezt kovetden a kezdeményezd 2. kezdeményezési elemét vizsgalta,
melyben a kezdeményez6 a ,,Kolcsonhatési energia tartomany (fokozatmentesen valtoztathato
a tartomanyon beliil) legalabb 20 eV-30 000 eV vagy bdvebb — melynél a minimum érték a 20
eV’ miiszaki paraméter kapcsan allitotta annak indokoltsaga és aranyossaga hianyat.

116. Az ajanlatkéro kifejtette, hogy a legutobbi évtizedben kertiltek eldtérbe azok a kutatési
iranyok, melyek kimondottan alacsony kolcsonhatdsi energids leképezést igényelnek, a
10...50 eV tartomanyban. Ilyenek az ultravékony rétegek, 2D anyagok pl. grafén, bizonyos
polimerek, ezen til a felszini potencial leképezését igényld feladatok. Extrém alacsony
kolcsonhatdsi energia tartomanyban lathatova valnak olyan feliileti jellemzdk, amelyek
nagyobb gyorsitofesziiltséget haszndlva korabban nem voltak megfigyelhetk, példaul a
vizsgaland¢ struktira vékonysaga miatt.

117. Hangsulyozta, hogy ennek a kovetelménynek tobb ismert mikroszkop tipus is eleget
tesz, igy az nem versenykorlatozo, hanem a kutatéasi igények kifejezdje. Példaképpen a Jeol
10 eV kolcsonhatési energian késziilt képet tette kozzé:
https://www.jeolusa.com/RESOURCES/Electron-Optics/Documents-Downloads/extreme-
low-voltage-imaging

118. Utalt arra, hogy a kezdeményez6 nem adta meg, hogy allaspontja szerinti milyen
tartomanyt, értéket tartana megfelelonek, indokoltnak, ezért allaspontja szerint a
kezdeményezés nem megalapozott.

119. A Dontobizottsag megallapitotta, hogy a pasztazod elektronmikroszkopok esetében a
minimum 20 eV kolcsonhatdsi energia altaldban elterjedt normanak tekinthetd, mivel ez a
szint elegendd ahhoz, hogy a szort elektronok jelentds informaciot adjanak a mintardl. A
kolcsonhatédsi energia meghatarozza, hogy az elektronok mennyire képesek kdlcsonhatasba
lépni a minta atomjaival, ami kulcsfontossagu a képalkotas €és a spektralis elemzés
szempontjabol. A 20 eV koriili energiaszint biztositja, hogy a szort elektronok elegendd
informaciot gylijtsenek, €s elkeriiljék a minta talzott kdrosodasat, ami kiilondsen fontos lagy
anyagok vagy bioanyagok esetén.

A Dontdbizottsag dontésekor az alabbi forrdsokat hasznalta:
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Goldstein, J. 1., et al. ,,Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis.”
Reimer, L. ,,Scanning Electron Microscopy.”
Hawkes, P. W., & Kasper, E. ,,Principles of Electron Optics.”

120. A fentiek alapjan a DontObizottsag az ajanlatkérd allaspontjaval egyetértve az eldiras
szlikségességét és indokoltsagat allapitotta meg, ezért e korben a kezdeményezés nem alapos.

121. A Dontdbizottsag ezt kovetden a 3. kezdeményezési elemet vizsgalta, melyben a
kezdeményezd annak megallapitasat kérte, hogy a ,,Kisvakuum nyomaéstartomany 0-500 Pa
vagy bovebb, melynél a minimum érték 0 Pa” eldiras nem teljesithetd, indokolatlan és
aranytalan.

122. A Dontébizottsag elfogadta az ajanlatkéré azon hivatkozasat, mely szerint nem volt
eldiras az adott miiszaki tulajdonsag vonatkozasaban 0 Pa minimumértéket, mivel 10 -500 Pa
keriilt rogzitésre.

123. Az ajanlatkéré hangsulyozta, hogy a kamra megfeleld nyomadstartomanya fontos
felhasznaléi szempont, hiszen a vizsgdlandd gyantdba 4gyazott anyagok esetleges
elektrosztatikus t61tddése nem kivant torzitast okoz. Hasonld a helyzet a kiillonbozd, fémesen
nem vezetd kompozit anyagokkal, melyek egyszerre igényelnek alacsony gyorsitofesziiltséget
¢s viszonylag magas kamranyomast. A megkovetelt 500 Pa nyomdas nem szélsdséges érték, a
nyilvanosan elérhetd miiszaki informaciok szerint azt tobb gyartd is teljesiti vagy akar
tulteljesiti. Példaul a Tescan Vega 3 tipussal akar 2000 Pa kamranyomas is elérhetd, igy ezen
tulajdonsag megléte az ajanlatkérd altal beszerezni kivan cstcstechnoldgias kutatd eszkoz
felhasznalhatosagahoz sziikséges, ezért indokolt elvaras.

124. A Dontdbizottsdg elfogadta az ajanlatkérd allaspontjat és megallapitotta, hogy a
kisvakuum a pésztazd elektronmikroszkopok (SEM) esetében a vakuumszint lehetové teszi
nem vezetd mintak vizsgalatat vezetdréteg nélkiil, és megakadalyozza a mintak feltoltédését a
nyalabhatds miatt. A kutatasi teriilettél fiigg a megfeleld nyomastartomany, tovabba
talalhatoak olyan pasztazo elektronmikroszkdpok amelyek akar 10 Pa alatti és olyanok is
amelyek 500 Pa feletti nyomds is elérhetd, ezért a DontObizottsag a kezdeményezd ezen
elemét nem talédlta alaposnak, kiillondsen azért sem, mivel téves értéket vitatott a tényleges
érték helyett.

125. A Dontébizottsag megallapitotta, hogy az érdekelt a nyomas fels6 hatara kapcsan adta
elé szakmai allaspontjat vitatva annak megfeleldségét. Fontos annak kiemelése, hogy a
Dontébizottsagnak a kezdeményezés alapjan kell vizsgalni az ajanlatkéréi eldirasok
megfeleldségét, és a kezdeményezd a minimum érték megfeleldségét és teljesithetdségét
vitatta az érdekelttel ellentétben, igy az érdekelt allaspontja jelen kezdeményezés kapcsan
indifferens.

126. A Dontdbizottsag ezt kovetden a 4. kezdeményezési elemet vizsgalta, melyben a
kezdeményezd annak megéllapitasat kérte, hogy az ,,akkumulatoros védelem az iongetter
tapegységben” eldirds kapcsan mas egyenértékii modon is biztosithatd az akkumulator
védelme, mint az iongetter tapegységben példaul védelmi lekapcsolasi funkcioval, emiatt
jogsértd a kovetelmény.

127. Az ajénlatkérd kifejtette, hogy a miiszaki leirasban eldirt kovetelmény nem az
akkumulator védelmét biztositja, hanem dramsziinet esetén az iongetter szivattyik mikodését
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tartja fenn akkumulatorokkal, a vdkuumrendszer védelme érdekében. Ennek hianyaban egy
esetleges dramsziinet az iongetter szivattyuk leallasaval jar. A késziilék ezt kovetden
hamarosan elveszti az ultranagy vakuumot. Azonnali beavatkozas hianyaban - ez csak a
szerviz beavatkozasaval, a vakuumrendszer kondicionalasaval hozhat6 rendbe. Ez extra
koltséget és feleslegesen kiesd napokat jelent. Az iongetter tapegységek akkumulétoros
védelme egy akar 8 o6rds aramsziinetet is képes athidalni az ultranagy vakuum 0sszeomlasa
nélkil.

128. Hangstlyozta, hogy az emlitett ,,védelmi lekapcsolasi funkcid” csak korlatozott
védelmet nyujt, ez dramsziinet esetén is képes ,,szabdlyosan” leéllitani a berendezést, de a
vakuumallapotot nem tartja fenn.

129. A Dontébizottsag az ajanlatkérd érveit elfogadva tudomanyos szakirodalombol
megallapitotta, hogy ,,A pasztazd elektronmikroszképok (SEM) esetében az iongetter
tapegység védelme altalanosan elterjedt, mivel az ilyen tipusi mikroszkopok mukodéséhez
elengedhetetlen a vakuum fenntartdsa. Az iongetter tapegységek segitenek a vakuum
elérésében ¢és fenntartdsdban, valamint a szennyezddések és gazok eltavolitasdban, amelyek
zavarhatjak a képalkotasi folyamatokat.

Véakuum fenntartdsa: Az iongetter tdpegységek védelme kulcsszerepet jatszik a vakuum
stabilitdsanak meg6rzésében, ami elengedhetetlen a SEM megbizhaté mikddéséhez.”

A Dontdbizottsag dontése meghozatalakor az alabbi forrdsokat hasznalta:

W. Paul et al., ,Scanning Electron Microscopy: Physics of Image Formation and
Microanalysis”

T. E. H. Allsop, ,,Electron Microscopy: Principles and Techniques in Materials Science” - K.
B. T. Egerton, ,,Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope”

130. A Dontdébizottsdg ezt kovetden az 5. kezdeményezési elemet vizsgalta, melyben a
kezdeményezd a ,,Mintaasztal dontési tartomanya -5 °- + 90 ° vagy bOovebb” eldirast vitatta,
mivel ettdl kis mértékben eltérd, de egyenértékii modon is biztosithatdé a mintaasztal dontési
tartomanya.

131. Az ajanlatkéré ismertette, hogy a tervezett vizsgalati eljarasok soran sziikséges a
mintdk teljes, minden irdnybdl torténd vizsgalhatdsaga, keresztmetszeti feliiletek leképezése,
mely a megjelolt forgatasi intervallum mellett lehetséges. Példaként emlitette, hogy a vékony
minta keresztmetszeti vizsgdlatdhoz kifejezetten 90 fokos mintadontés sziikséges. Ez egy
csucstechnoldgids kutatd eszkoz esetében indokolt elvards. A megkovetelt dontési tartomany
a nyilvanosan elérheté miiszaki informaciok szerint nem szélsdséges érték, azt tobb gyarto is
teljesiti, példaul a Tescan Mira 3 XM.

132. A mintaasztal dontési tartomanyait tehat az SEM tipusanak és az adott minta vizsgalati
sziikségleteinek megfelelden valasztjadk meg, hogy optimalis megfigyeléseket és képeket
érhessenek el a kivant felbontasban

133. A Dontoébizottsag elfogadva az ajanlatkérd érveit hangstlyozza, hogy az ajanlatkérd
nem egy altalanos cél eléréséhez alkalmazandd berendezés miiszaki paramétereit ismertette,
hanem a specifikus alkalmazisok teszik sziikségessé ezeket a paramétereket, melyek
indokoltsaga és sziikségessége szakmai alapon indokolt, ezért ezen eldiras jogszerti.

134. A Dontdbizottsag ezt kdvetden a kezdeményezd 6. kezdeményezési elemét vizsgalta,
melyben a kezdeményezd a ,,Mintaasztal analitikai munkatavolsdgon legyen mechanikusan
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eucentrikus” el6iras kapcsan allitotta, hogy mas egyenértékii modon is biztosithatd megfeleld
mintaasztal példaul computer vezérelt eucentrikus asztal, emiatt indokoltsaga és aranyossaga
nem allapithaté meg.

135. Az ajanlatkéré kifejtette, hogy az eucentrikus tulajdonsag azt jelenti, hogy a
mintaasztal dontése kdzben a mintdn megfigyelt teriilet nem mozdul el, nem csuszik ki a
képbol. Ez elérheté mind a mintaasztal mechanikus felépitése révén, mind szamitogépes
korrekcioval (,,computer vezérelt eucentrikus asztal”). A két megoldas nem egyenértékil.
Mechanikusan eucentrikus mintaasztal esetén a mintapozicid beallithatdo ugy, hogy dontési
tengely pont a vizsgalt teriileten haladjon at, ez biztositja, hogy a vizsgalt teriilet mindig a
képen maradjon. Computer vezérelt eucentrikus asztal esetén a szamitogép a dontés
fliggvényében korrigdl az X és Y tengelyek mozgatasaval, ennek pontossaga korlatozott, a
mozgatas szaggatott.

136. Ismertette, hogy ezt a kovetelményt egyébirant sok gyartd tobb ismert tipusa teljesiti,
igy egyaltalan nem indokolatlanul versenykorlatoz6 az eldiras.
https://www.jeol.com/products/scientific/sem/JSM-7610FPlus.php

137. A Dontdbizottsag elfogadta az ajanlatkéré azon érvelését, mely szerint a vizsgalt
teriilet helyzete dontés kozben kritikus fontossagu szamara, ezért a mechanikusan eucentrikus
asztal indokolt és sziikségszer(, igy a kezdeményez6 ezen kezdeményezése nem alapos.

138. A Dontdbizottsag ezt kovetden a kezdeményezd 7. kezdeményezési elemét vizsgalta,
melyben a kezdeményezd In-lens rendszerii szegmentalt visszaszort elektron detektor”
eldirast vitatta, mivel més egyenértékli modon is biztosithaté megfeleld detektor igy példaul
szcintillacios detektorral, emiatt ezen eldiras nem indokolt és aranyos.

139. Az ajanlatkérd szerint az in-lens rendszeri detektorok nem valthatok ki nem in-lens,
azaz kamraba szerelt detektorral. A megnevezett szcintillaciés detektor szakmailag nem
egyenértékii, amennyiben az hagyomanyos modon a kamraba szerelt.

140. Ramutatott arra, hogy a korszerl pasztazé elektronmikroszkopidban kiemelt szerepet
jatszanak az alacsony kolcsonhatési energidju (landing voltage) leképezési eljarasok. Extrém
alacsony (20 V... 200 V) és alacsony (200 V ... 2 kV) tartomanyban lathatova valnak olyan
feliileti jellemzdk, amelyek nagyobb gyorsitofesziiltséget hasznalva korabban nem voltak
megfigyelhetdk, példaul a vizsgaland6 struktira vékonysaga miatt.

141. Ezt az alacsony kolcsOnhatéasi energiadt azonban hagyoményos elektronoszloppal nem
lehet elérni, innovativ megoldasokra van sziikség, mint a nyaldbfékezés technologia és az
elektronoszlopba integralt, gyorsito illetve fékezd elektromos mezdket létrehozo elektrodak.
Ezek azonban bekapcsolt allapotban modositjdk a mintaasztal és az objektiv pdlusa
kornyezetében az elektromos mez6t, igy a hagyomanyos, kamraba épitett detektorok
hatékonysdga nagysagrenddel csokken. Erre a problémara a megoldast az oszlopban
elhelyezett, ugynevezett in-lens rendszerli detektorok jelentették, melyek ebben az
elektronoptikai konfigurdcidban nagy hatékonysaggal gylijtik a visszaszort és kiilondsen a
szekunder elektronokat.

142. A Dontébizottsag elfogadta az ajanlatkéré szakmai allaspontjat, melyben az in-lens
rendszerli detektorok szakmai alapon nyugvo sziikségességét és indokoltsdgat tdmasztotta ala,
ezért a kezdeményez0 ezen kezdeményezése nem alapos.
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143. A Dontdbizottsag ezt kovetden 8. kezdeményezési elemet vizsgalta, melyben a
kezdeményezd a ,,Szoftverbdl vezérelhetden betolhatdé - kihtzhato szilardtest detektor
visszaszort elektronokhoz, koncentrikus gytirii alaku szegmensekkel” eldirds jogsértd jellegét
allitotta, mivel allaspontja szerint mas egyenértékii mdédon is biztosithatd megfeleld detektor,
igy példaul gytirti alaka szegmensek nélkiil.

144. Az ajanlatkéré el6adta, hogy a vizsgalt minta anyagszerkezeti jellemzdinek
feltarasdhoz sziikség van a visszaszort elektron jelek differencidlasara kilépési szog vagy
kilépési irany szerint. Ezt a funkcidt a tobbszegmenses visszaszort elektrondetektor nyujtja,
ahol a fizikailag fiiggetlen, gytrti alaki szegmensek biztositjdk a kilépési szog szerinti
differencialast. Ezt a megoldast az ajanlatkérd nem latja mas modon biztositottnak.

145. A Dontdbizottsdg megallapitotta, hogy a gytirii alakti szegmensek nélkiili detektorok
kevésbé sokoldaluak, hiszen hidnyoznak beldliik az iranyitott képalkotds, a topografiai
részletek kiemelésének, valamint a rugalmas konfiguracio lehetdségei. A Dontdbizottsag
elfogadta az ajanlatkérd azon hivatkozdsat, hogy az 4ltala alkalmazand6 eljardsokhoz a
rugalmassag és a képmindség elengedhetetlen, ezért az altala eldirt kovetelmény indokolt €s
sziikséges, igy a kezdeményezd altal ismertetett technoldogia nem egyenértékii az eldirttal.

146. A Dontdbizottsag ezt kovetden a 9. kezdeményezési elemet vizsgélta, melyben a
kezdeményezd azt allitotta, hogy az ,,Infravorés megvilagitasu, éloképet adé CCD kamera a
kamraban, mely a szekunder elektron képalkotassal egyidében is hasznalhatd. Visszaszort
elektron detektor hasznalatakor az infravoros megvilagitds automatikusan lekapcsol”
kovetelmény mas egyenértékli modon is biztosithato, igy a kdvetelménye indokoltsdga és
aranyossaga nem allapithaté meg.

147. Az ajanlatkér6 az eldiras kapcsan kozolte, hogy a mintakamra megfigyelését biztositd
kamera szintén modularis egysége a mikroszkopnak. A CCD kamerdk a mikroszkopok
részegységét képezik, de a mikroszkop gyartok jellemzden nem fejlesztenek sajat kamera
egységet, hanem harmadik fél késztermékét épitik be/fejlesztik berendezéseikbe. Ezaltal a
mikroszkop gyartok jelen elvarast egy megfeleld tulajdonsagi modularis rész megajanlasaval
teljesiteni tudjak. Azt barmelyik gyartd képes sajat rendszerébe integralni és az automatikus
lekapcsolast a sziikséges elektronikaval megoldani. Lasd példaul https://deben.co.uk/e-beam-
instrumentation/sem-chamberscope/

148. Ismertette tovabba, hogy az infravorés megvilagitasu, éloképet ado CCD kamera a
kamraban fontos biztonsagi tartozék, mellyel elkeriilhetévé valik a minta, objektiv polus,
betolhatd detektorok nem kivanatos iitkdzése. Ez gyartotol fliggetleniil szinte az Osszes
pasztazd elektronmikroszkdp tipus sztenderd tartozéka vagy rendelhetd tartozéka, akar a
gyartotol, akar harmadik féltol.

149. Utalt arra, hogy a kamerdhoz tartoz6 infravorés megvilagitds azonban teliti a
visszaszort elektron detektorokat, azokkal egyszerre nem hasznalhatd. Nem indokolatlan
elvaras, hogy a visszaszort elektron detektor hasznélatakor a kamera infravords megvilagitasa
kapcsoljon le. Ezt a megfeleld hardver €s szoftver interfésszel barmely gyartonak lehetosége
van megvaldsitani.

150. A Dontdbizottsdg nyilvanos adatbazisokbol megéllapitotta, hogy a pasztazod
elektronmikroszkopok (PEM) esetében az infravords (IR) megvilagitas gyakran hasznalatos a
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mintakamra  megfigyelésére, példdul mintabedllitds kozben, de a tényleges
elektronmikroszkopos képalkotds sordn ez problémds lehet, mert zavarhatja az érzékeny
detektalasi folyamatokat. Eppen ezért néhany gyartd olyan rendszereket fejlesztett ki,
amelyek automatikusan lekapcsoljdk az infravorés megvilagitast, amikor megkezddédik a
szekunder elektron képalkotas, igy példaul a Thermo Fisher Scientific, a Zeiss és a Hitachi.
Az automatikus lekapcsolasi funkciok elérhetosége altalaban a gyartd egyes szoftveres
megoldasaival és a PEM-hez mellékelt kamerarendszerrel egyiitt keriil integralasra. Tehat a
Dontoébizottsag indokoltnak és sziikségesnek tartotta az ajanlatkérd eldirasat.

151. A DontObizottsag ezt kovetden a 10. kezdeményezési elemet vizsgalta, mely a
kezdeményezd a ,,mikrotom kezeld funkcidi legyenek a mikroszkop szoftveres felhasznaloi
feliiletébe integraltak™ eldiras jogszeriiségét vitatta, mivel allaspontja szerint ilyen integraltsag
hianyéban is a kezel6 funkciok megfeleléen hasznalhatok.

152. Az ajanlatkérd eldadta, hogy a Serial Block Face Imaging nagy szakértelmet és
odafigyelést igényl6 munka az operator részérdl. A minta rogzitését kovetéen a kezeld
megkeresi a leképezni kivant teriiletet vagy teriileteket, felprogramozza a szeleteléshez
szlikséges paramétereket €s elvégzi a bekozelitést (approach), mely meghatarozza a mikrotom
inditdsdhoz a felhaszndloi felilleten folyamatosan ¢és egyidejileg feliigyelni kell az
elektronmikroszkop paraméteket, az elektronmikroszkdpos képet és a mikrotom beallitasait és
pillanatnyi allapotat. Egy esetleges hiba koltséges kovetkezményekkel jar, az eldkészitett
minta és a gyémantkés is konnyen karosodhat. Ezért fontos, hogy a teljes folyamat egy erre a
célra optimalizalt, egységes felhasznaloi feliiletrdl legyen iranyithato.

153. A Dontébizottsdg megallapitotta, hogy a pasztazd elektronmikroszképok (SEM)
esetében a mikrotdom kezel6i funkcidinak integraldsa a mikroszkop szoftverébe egyre
altalanosabb gyakorlat. Ez lehetOvé teszi a minta elokészitési folyamatanak és a mikroszkopos
vizsgalatanak zokkendmentes Osszekapcsolasat, ami noveli a hatékonysagot €s a pontos
mérések lehetdségét, ezért a DontObizottsdg az ajanlatkérdi eldirds indokoltsdgat ¢és
sziikségszerliségét allapitotta meg.

A Dontébizottsag dontéseéhez az alabbi forrasokat hasznalta

Aldrich, T. W., & Shimizu, H. ,,Integration of Microtome and SEM Software: A New Era in
Sample Preparation.” Journal of Microscopy.

Schmid, T., & Miiller, K. ,,Advances in Scanning Electron Microscopy: Integration with
Sample Preparation Techniques.” Microscopy Today.

Baker, J., & Patel, S. ,, Automated Sample Preparation for Electron Microscopy: Combining
the Strengths of Microtomy and SEM.” Materials Characterization.

154. A fentiek szerint a DontObizottsag a Kbt. 145. § (2) bekezdésében meghatarozott
hataskorében eljarva a kezdeményezd hivatalboli kezdeményezése tekintetében a Kbt. 165. §
(2) bekezdés b) pontja alapjan a jogsértés hianyat allapitotta meg.

155. A Dontdbizottsag a kezdeményezd szakértd kirendelésére vonatkozod inditvanyat
elutasitotta, mivel a DontObizottsag az ajanlatkérd, az érdekelt és a kezdeményezd szakmai
allaspontjat osszevetve hozta meg dontését, és nem volt olyan szakkérdés, melyben szakértd
kirendelésének sziikséges lett volna.

156. A Dontébizottsag a Kbt. 145. § (1) bekezdése szerint alkalmazandé az Akr. 126. § (2)
bekezdése alapjan rendelkezett az eljarési koltségek viselésérol.
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157. A Dontdbizottsag hataskore és illetékessége a Kbt. 145. § (2)-(6) bekezdésein alapul.

158. A hatarozat rendelkezése(i) kozigazgatasi perben torténd elbiralasat a Kbt. 170. §-a
biztositja. A DontObizottsag tdjékoztatja a feleket, hogy jelen hatarozat kozigazgatasi perben
torténd feliilvizsgalatara a kozigazgatdsi perrendtartasrol szolé 2017. évi L. torvény (a
tovabbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdése és a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint a
Fovérosi Torvényszék kizarolagosan illetékes.

A jogi képviselet a Kp. 27. § (1) bekezdése b) pontja alapjan kotelezd. A kereseti kérelem
elektronikus uton torténd benyujtdsa a digitdlis allamrol és a digitalis szolgaltatasok
nyujtasanak egyes szabalyairdl szol6 2023. évi CIII. torvény (Daptv.) 19. § (1) bekezdése ¢és a
polgari perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. torvény 608. § (1) bekezdése alapjan
kotelezd.

Budapest, 2024. november 25.
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